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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dixiéme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets
et les circuits intégrés

AVANT-PROPOS

1)| Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2)| Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3)| Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEl exprime le voeu-que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs rdgles nationales le texte de la recommandation de.la CEl, dans la megure ol les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEl et la régle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étrelindiquée en termes clairs (dans. cette
derniére.

PREFACE

La présente norme a été préparée par le Comité d’Etudes n° 47 de la CEl: Dispositifs a
s@miconducteurs.

CItte deuxiéme édition de la Publication'747-10 de la CEIl remplace la premiéfe édition
parue en 1984.

Cette publication est une spécification générique pour les dispositifs & semiconducteurs:
dispositifs discrets et circuits intégrés (a 'exclusion des circuits hybrides),| dans le
dgmaine du Systéme CE}d'assurance de la qualité des composants électronique$ (IECQ).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapports de vote Procédure des Deux Mois Rapports de¢ vote
~47(BC)816 47(BC)818 47(BC)826 47(BC)867
47A(BC)108 47A(BC)111 47A(BC)112 47A(BC) 1|19

47(BC)893 47(BC)928
47A(BC)128 47A(BC)139

47{BC)y89% 37(BCY929
47A(BCY129 47A(BC)140

47(BC)961 47(BC)996
47A(BC)145 47A(BC)158
47(BC)1048
4TA(BC)172 47A(BC)198
47(BC)1092 47(BC)1131
47(BC)1116 47(BC)1188
ATA(BC)205 47A(BC)235
47(BC)1117 47(BC)1190
47A(BC)206 47A(BC)237

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de la spécification dans le Systéme CEl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Part 10: Generic specification for discrete devices
and integrated circuits

FOREWORD

which|all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nea

1) The f]rma| decisions or agreements of the I[EC on technical matters, prepared by Technical Commltteet on
v

possi

2) They
Comn

permi
far as

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 47: Semicondus

le, an internationai consensus of opinion on the subjects dealt with.

have the form of recommendations for international use and they are accepted,by)the Nati
ittees in that sense.

. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should
possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

as

onal

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far;as’/national conditiong

will
, as

ctor

devices
This sepond edition of IEC Publication 747-10 supersedes the first edition publisheq in
1984.
This publication is a generic specification for semiconductor devices: discrete devices and
integrated circuits (excluding hybrid-circuits), in the field of the IEC Quality Assessment
System(for Electronic Components (IECQ).
The text of this standard istbased upon the following documents:
Six months’ Rule Reports on Voting Two Months’ Procedure Reports on Voting
47(CO)816 47(CO)818 47(CO)826 47(C0)867
47A(CO)108 47A(CO)111 47A(CO)112 47A(CO)119
47(cl0)893 47(C0)928
47A(CO)128 47A(CO)139
L47too)ee4 47{60)929
47A(CO)129 47A(CO)140
47(CO)961 47(C0)996
47A(CO)145 47A(CO)158
47(C0)1048
ATACO)172 47A(CO)198
47(CO)1092 47(CO)1131
47(CO)1116 47(CO)1188
47A(C0)205 47A(CO)235
47(CO)1117 47(CO)1190
47A(CO)206 47A(C0)237

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting

Reports

indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification

number

in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dixiéme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets
et les circuits intégrés

1 Domaine d’application

La -brésente n—§3 D3
composants électroniques (IECQ).

Cette publication est une spécification générique pour les dispositifs & semiconducteurs:
dispositifs discrets et circuits intégrés, y compris les circuits intégrés polylithiques, mais a
I'exclusion des circuits hybrides.

Elle définit les méthodes de contréle de la qualité & utiliser dans’le Systeme IECQ en pré-
sentant des régles générales applicables:

aux méthodes dé mesure des caractéristiques électriques;
aux essais climatiques et mécaniques;

aux essais d’endurance.

NOTE - La présente publication doit 8tre complétée, quand elles existent, par les spécificatipns inter-
E-védiaires. les spécifications de famille et les spécifications particulidres cadres approuvées, cpncernant
ifférents modales particuliers.

2 |Généralités

2.1 Ordre de priorité

Lorsque des divergences se produisent, I'ordre de priorité des documents doit| étre le
suiyant:

la spécification particuliere;

la spécification particuliére cadre;

la spécification de famille, si elle existe;

DN e N

la-spécification intermédiaire;

6) la spécification de base;
7) les régles de procédure du Systéme IECQ;
8) tout document international (comme ceux de la CEl), cité en référence;

9) un document national.

La méme priorité s’applique aux documents nationaux équivalents.

2.2 Documents applicables

La spécification particuliére doit indiquer quels sont les documents applicables.
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SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 10: Generic specification for discrete devices
and integrated circuits

nents (IECQ).

This publication is a generic specification for semiconductor devices: discrete devices and
integrated circuits, including multichip integrated circuits, but excluding hybrid circuits.

It definds general procedures for quality assessment to be used in the IECQ System and
gives general rules for:
- measurement methods of electrical characteristics;
- climatic and mechanical tests;

- epdurance tests.

NOTE| - This publication must be supplemented by the approved sectional, family and blank detail specifi-
cationL. where they exist, appropriate to the specific individual type or types.

2 General

2.1 rder of precedence

6) the basic specification;
7) the IECQ Rules of Procedure;
8) any other international (e.g. IEC) document to which reference is made;

9) a national document.

The same order of precedence shall apply to equivalent national documents.

2.2 Related documents

The detail specification shall indicate the applicable documents.
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Deuxiéme partie: Circuits intégrés digitaux.

Troisiéme partie: Circuits intégrés analogiques.

Onziéme partie: Spécification intermédiaire pour les
circuits intégrés a semiconducteurs a I'exclusion des
circuits hybrides.

Dispositifs & semiconducteurs. Essais mécaniques et

Publication QC 001002 (1986):

Publications de I'ISO:

Norme ISO 1000 (1981):

Norme ISO 8601 (1988):

Norme 1SO 2859 (1989):

climatiques.

Régles de procédure du Systéme CEI d’assurance de
la qualité des composants électroniques (IECQ).

Unités Si et recommandations pour 'emploi de leurs
multiples et de certaines autres unités.

Eléments de données et formats d’échange -
Echange d’information - Représentation de la date et
de I'heure.

Regles et tables d’échantillonnage pour les contrdles
par attributs.
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IEC publications:

Publication 27:
Publication 50:
Publication 68:

Publication 68-1 (1988):
Publication 68-2:
Publication 191:

-13 -

Letter symbols to be used in electrical technology.
International electrotechnical vocabulary (IEV).
Basic environmental testing.

Part 1: General and guidance.
Part 2: Tests
Mechanical standardization of semiconductor

Publication 191-1 (1966)
and supplements:

Publication 191-2 (1966)
and supplements:

Publication 191-3 (1974)
and supplements:

Publication 410 (1973):

Publizﬁtion 617:
Publication 747:

Publication 747-1 (1983):

Publication 747-5 (1984):
Publication 747-11 (1985):

Publication 748:

Publication 748-1 (1984):
Publication 748-2 (1985):
Publication 748-3 (1986):

Publication 748-11-(1990):

Publication 749:

- integrated-circuits excluding hybrid circuits.

devices:
Part 1: Preparation of drawings of semiconductor
devices.

Part 2: Dimensions.

Part 3: General rules for the preparation of outline
drawings of integrated circuits.

Sampling plans and procedures for inspection by
attributes.

Graphical symbols for.diagrams.

Semiconductor devices. Discrete devices and
integrated circuits.

Part 1: General.
Part 5: Optoelectronic devices.
Part-11: Sectional specification for discrete devices.

Semiconductor devices. Integrated circuits.

Part 1: General.

Part 2: Digital integrated circuits.

Part 3: Analogue integrated circuits.

Part 11: Sectional specification for semiconductor

Semiconductor devices. Mechanical and climatic test

Publication QC 001002 (1986):

ISO Publications:

ISO Standard 1000 (1981):

ISO Standard 8601 (1988):

1ISO Standard 2859 (1989):

methods.

Rules of procedure of the IEC quality assessment
system for electronic components (IECQ).

Sl units and recommendations for the use of their
multiples and of certain other units.

Data elements and interchange formats- Information
interchange - Representation of dates and times.

Sampling procedures for inspection by attributes.
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2.3 Unités, symboles et terminologie

Les unités, les symboles graphiques, les symboles littéraux et la terminologie doivent,
dans la mesure du possible, étre ceux définis dans les publications suivantes:

- Norme ISO 1000;

- Publication 27 de la CEl;

- Publication 50 de la CEl;

- Publication 617 de la CEI.

atires-unités-ots 3-et-toute-autre-terminotogie-particutidére A tun-desdispositifs
miconducteurs visés par la présente spécification générique doivent étre ceux|des do-
cuments applicables de la CEl ou de I'ISO (voir paragraphe 2.2) ou-'étre| établis

confformément aux principes contenus dans ces derniers.

Valeurs préférentielles pour les tensions, les courants et les températures

Leg valeurs préférentielles des tensions, des courants et dés-températures pour les
mepures des caractéristiques, pour les essais et pour les conditions de fonctionhement,
sont données dans les Publications 747-1 et 748-1 de la CEL,

2.5 Marquage
) Sur le dispositif

Quand la place le permet, les indications. suivantes doivent étre marquées|sur les
dispositifs:

1) Marque d’identification des bornes (voir paragraphe 2.5.1).

2) Désignation du type (voir’ paragraphe 2.5.2), référence de la chatégorie
d’assurance de qualité (voir-paragraphe 2.6) et, s'il y a lieu, séquence de sélection
(voir paragraphe 2.7).

3) Nom, initiales ou marque commerciale du fabricant et, s’il y a liey, code
d’identification de I'usine (voir paragraphe 2.5.3).

4) Code d'identification du lot de contréle (voir paragraphe 2.5.4).
5) Marque de conformité, sauf si un certificat de conformité est utilisé.
6) Reférence aux précautions spéciales de manipulation, s'il y a lieu.

$i, par manque d’espace, le marquage complet est impossible, la spécification [particu-
Iére doit donner les exigences minimales dans I'ordre de priorité ci-dessus.

N Sur I'emballage primaire

Les informations suivantes doivent étre données sur ’emballage primaire utilisé comme
protection initiale ou comme emballage pour Ia livraison:

1) toutes les informations mentionnées au point a) du paragraphe 2.5, a I'exception
du marquage des bornes;

2) laréférence de la spécification particuliére;

3) toute précaution spéciale relative & la manipulation, par exemple: étiquettes de
mise en garde.
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2.3  Units, symbols and te(minology

Units, graphical symbols, letter symbols and terminology shall, wherever possible, be
taken from the following publications:

- ISO Standard 1000;

- |EC Publication 27,

- |EC Publication 50;

- |EC Publication 617.

A _ANno—_0 hao an aVe oto al=

en from the relevant |IEC or IS

covered (by ] be tak

s listed above.

2.4 Preferred values of voltages, currents and temperatures

Preferred values of voltages, currents and temperatures for the measurement of charac-
teristics, [for tests and for operating conditions, are given in IEGC Publications 747-1
and 748-].

2.5  Magrking
a) On the device
Wher¢g space permits, the following information shall be marked on the device:

1) [ Index point for terminal identification (see subclause 2.5.1).

2) | Type designation (see subclause’2.5.2), categories of assessed quality (s¢e
subclause 2.6) and, where appropriate, screening sequence (see subclause 2.7).

3) | Manufacturer’'s name,-initial or trade mark and, where appropriate, factgry
identification code (see subclause 2.5.3).

4) | inspection lot identification code (see subclause 2.5.4).
5) | Mark of conformity, unless a certificate of conformity is used.
6) | Reference 1o special handling precautions, where appropriate.

Wherg space‘.does not permit full marking, the detail specification shall give the
minimpm requirement in the above order of precedence.

b) On the primary packaging

The following information shall appear on the primary packaging used as initial
protection or wrapping for delivery:

1) all the information listed in ltem a) of subclause 2.5, except the terminal
marking;

2) the detail specification reference;

3) any special handling precautions, for example caution labels.
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2.5.1 Identification des bornes (rétérence: Publication 747-1 de la CEI, chapitre VI,
article 8)

Dans la spécification particuliére, les bornes doivent étre identifiées conformément au
dessin spécifié d’encombrement ou d’embase.

2.5.2 Désignation de type

Lorsque la désignation de type est indiquée sur le composant, il est préférable de la
donner en lettres et en chiffres, ou d’aprés un code de couleur lorsqu'il est spécifié dans
la spécification particuliére. Les codes de couleur peuvent étre donnés dans la spécifica-
tiogrinternvédiaire:

2.8.3 Nom ou marque commerciale du fabricant

Lofsque le nom ou la marque commerciale du fabricant ne permet pas d’identifier I'usine
du [fabricant, il faut également utiliser un code d’identification d'usine.

2.5.4 Code d’'identification du lot de contréle

Ce|code est donné dans la Norme ISO 8601: le numéro-dé‘la semaine est précgde des
delix derniers chiffres de 'année (par exemple: 9145 =-45e semaine de 1991). On peut,
quand I'espace est restreint, omettre le premier chiffre-de 'année (par exemple: 145 = 45e
serpaine de 1991), si la spécification particuliére prévoit le cas. Le code représente la date
a laquelle le lot a été présenté au contrdle. Lorsque plusieurs lots d’'un méme modéle sont
prdsentés au contrdle au cours de la méme semaine, un suffixe, par exemple ure lettre,
doit étre ajouté au code pour identifier chaque lot de contrdle.

2. Catégories d’assurance de qualite

doivent étre groupés dans un ot de contrble identifié et codé, et soumis aux esgais des
catégories spécifiées. Pour chaque catégorie, les NQA ou les NQT associés a up méme
grdupe de contrdle peuvent étre différents: ils doivent correspondre a ceux spécifiés dans
la gpécification particuliére.

La|présente spécification définit trois catégories d'assurance de qualité. Les diEpositifs

Leg exigences minimales des catégories sont:

Catégoried - Le type satisfait aux critéres d’homologation des catégories |l ou lli.
Chaque lot satisfait aux exigences de contréle du groupe A qui
comprend les essais fonctionnels. Tous les trois mois, un lot|satisfait
aux exigences de contrble relatives a la soudabilité. Chaqug année,
un lot satisfait aux exigences de contréle du groupe B et du groupe C.

Catégorie Il - Les lots satisfont aux exigences de contréle des groupes A et B
effectués lot par lot et & celles du groupe C effectué périodiquement.
Catégorie lli - Les lots sont soumis & une sélection a 100 % et satisfont aux

exigences de contrble des groupes A et B effectués lot par lot et a
celles du groupe C effectué périodiquement.

Les spécifications intermédiaires doivent définir les exigences minimales pour chaque ca-
tégorie. Une spécification particuliére peut contenir des exigences supplémentaires, y
compris une sélection, par rapport & celles données dans la spécification générique, la
spécification intermédiaire ou la spécification particuliére cadre.
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2.5.1 Terminal identification (reference: IEC Publication 747-1, chapter VI, clause 8)

The terminals shall be identified in the detail specification by reference to the specified
outline or base drawing.

2.5.2 Type designation

When the type designation is marked on the component, it shall be given preferably in
letters and figures, or with a colour code when specified in the detail specification. Colour
codes may be given in the sectional specification.

2.5.8 Manufacturer’s name or trade mark

If the manufacturer's name or trade mark does not enable traceability to the manufacturing
factory, g factory identification code shall also be used.

2.5.4 Ipspection lot identification code

This is gjven in ISO Standard 8601 for the week, preceded by\the last two digits of the
year (example: 9145 = 45th week of 1991). When marking-space on the device |is
restricted, the first digit of the year may be omitted (example: 145 = 45th week of 1991)
when specified in the detail specification. It is the date that the lot was submitted for
inspection. When more than one lot of a type is submitted for inspection within the same
week, an|inspection lot identification suffix, such as-aletter, shall be used to identify eagh
successiye lot.

2.6 Cdtegories of assessed quality

ped in an identified and date-coded inspection lot, which is tested to the specified qual
categorigs. The AQLs or LTPDs-associated with the same inspection group may vary
each cat¢gory and shall be as specified in the detail specification.

ot
<

This spegification provides for three categories of assessed quality. The devices are ng-

The minifnum requirements of the categories are as follows:

Categpry |~ <In which the type meets the requirements of qualification approval to
categories Il or lll. Each lot meets the inspection requirements |of
Group A which includes functional tests. Every three months, one |ot
meets the inspection requirements for solderability. Annually, one {ot
meets Group B and Group C inspection requirements.

Category Il - In which the lot meets the inspection requirements of Group A and
Group B on a lot-by-lot basis and of Group C on a periodic basis.

Category lli - In which the lot is 100 % screened and meets the inspection require-
ments of Group A and Group B on a lot-by-lot basis and of Group C
on a periodic basis.

The sectional specifications shall define the minimum requirements for each category. A
detail specification may contain additional requirements, including screening, to those
given in the generic, sectional or blank detail specification.
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2.7 Sélection

La sélection est constituée par les controles et essais appliqués a tous les dispositifs d’'un
méme lot.

Lorsque la spécification particuliére le prescrit, tous les dispositifs du lot doivent étre sé-
lectionnés et soumis a une des séquences données dans le tableau correspondant de la
spécification intermédiaire; tous les dispositifs défectueux doivent étre rejetés. Les
dispositifs peuvent étre soumis a d’autres séquences non définies dans la présente
spécification seulement si les séquences définies ci-dessus ne sont pas associées a des
mécanismes de défaillance reconnus ou si elles sont en contradiction avec ces derniers.
Lofsqu'une partie de la procédure de sélection donnde dans le tableau correspondant de
la gpécification intermédiaire fait partie du processus normal de production et qu’elle est
effectuée dans I'ordre prescrit, il n'est pas nécessaire de répéter les essais. Dang la pré-
sente spécification, le terme rodage ("burn-in") désigne les contraintes thérmiques| et élec-
triques appliquées a tous les dispositifs d’un lot pendant une durée déterminée en vue de
ecter et de rejeter les dispositifs qui pourraient présenter des défauts précoces

2.8 Précautions de manipulation

Voir le chapitre IX de la Publication 747-1 de la CEl.

Des avertissements adéquats doivent figurer en cas-de produits nocifs (BeO par exemple).

3 | Procédures d’assurance de la qualité

3.5, suivie par le contrble de la conformité de la qualité effectué lot par lot (comprenant
une sélection s'il y a lieu) et périodiquement, de la fagon prescrite dans la spédification
particuliére.

L’assurance de la qualité comprend la procédure d’homologation définie au parzrgraphe

Leg essais d'assurance dela qualité sont divisés en essais des groupes A, B et C{ ceux-ci
sont effectués lot par lot ou périodiquement (comme il est indiqué au paragraphe 2.6).
Daps certains cas, on-peut spécifier des essais du groupe D réservés, par exgmple, &
I’hgmologation.

3.1| Aptitude-a 'homologation

Un|dispositif est apte & 'homologation lorsque les conditions énoncées dans les| Régles
de procédure de la Publication QC 001002 de la CEl, article 11, sont remplies.

3.1.1  Etape initiale de fabrication

L’étape initiale de fabrication est définie dans la spécification intermédiaire.

3.2 Informations confidentielles du point de vue commercial

Si une partie du processus de fabrication est confidentielle du point de vue commercial,
elle doit étre correctement identifiée, et le Contréleur doit démontrer, a la satisfaction de
'Organisme national de surveillance (ONS), que les exigences des Régles de procédure
de la Publication QC 001002 de la CEI, paragraphe 10.2.2, ont été respectées.
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2.7 Screening

A screening is an examination or test applied to all devices in a lot.

When required by the detail specification, all devices in the lot shall be screened by
submitting them to one of the sequences given in the relevant table of the sectional
specification and all defectives removed. Other sequences not specified herein are
applicable only in case the above sequences are not correlated or in contradiction with
recognized failure mechanisms. When a part of the screening process as given in the
relevant table of the sectional specification forms part of the manufacturing process in the
prescribeld sequence, these procedures need not be repeated. For the purpose of this
specification, burn-in is defined as thermal and electrical stress applied to all devices,in a
lot for a $pecified period of time for the purpose of detecting and removing potential early
failures.

2.8 Handling

See IEC Publication 747-1, chapter IX.

Adequatg warning shall be displayed in the case of harmful\products (e.g. BeO).

3 Qualjty assessment procedures

Quality assessment comprises the procedure-for obtaining qualification approval as
defined in subclause 3.5, followed by quality conformance inspection on a lot-by-lot basis
(including screening if required) and on"a periodic basis as qualified in the detail
specification.

The quality assessment tests are subdivided into Group A, B and C tests; these afe
performed lot by lot or periodically (as defined in subclause 2.6). In some cases, Group|D
tests may also be specified; for example, for qualification approval.

3.1  Eligibility for qualification approval

A type is|eligible for qualification approval when the Rules of Procedure of IEC Publication
QC 001002/ clause 11, is satisfied.

3.1.1  Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture is defined in the sectional specification.

3.2 Commercially confidential information

If any part of the manufacturing process is commercially confidential, this shall be suitably
identified, and the Chief Inspector shall demonstrate to the satisfaction of the National
Supervising Inspectorate (NSI) that the requirements of the Rules of Procedure of IEC
Publication QC 001002, subclause 10.2.2, have been complied with.
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3.3  Formation des lots de contréle
Voir les Reégles de procédure de la Publication QC 001002 de la CEl, paragraphe 12.2.

3.4 Modeéles associables

Voir les Régles de procédure de la Publication QC 001002 de la CEI, paragraphe 8.5.3.

Des détails relatifs au groupement des modéles sont donnés dans la spécification
intermédiaire applicable.

3. Octroi de 'homologation

Vdjir les Régles de procédure de la Publication QC 001002 de la CEl, paragraphe [11.3.1.

Le| fabricant peut opter, & sa discrétion, pour 'une des méthodes a).ou b) des Regles de
procédure, paragraphe 11.3.1, en respectant les exigences de controle donnéeg dans la
spgcification intermédiaire. L'échantillon peut se composer de' modéles asgociables
appropriés. Dans certains cas, des essais de groupe D sont exigés pour {'homologation.

Toutes les mesures par variables prévues dans la spécification particuliére] comme
masures finales apres essais doivent étre enregistrées comme des données par variables.

Le| rapport d’homologation doit comprendre un résumé de tous les résultats des ¢ssais de
chpque groupe et sous-groupe, et préciser le.nombre de dispositifs essayés et l¢ nombre
de| dispositifs rejetés. Le résumé doit étre élaboré a partir de données par variabjes et/ou
par attributs.

Les fabricants doivent conserver toutes les données qu'ils doivent fournir, sur demande, a
PFQONS..

3.6 Contréle de la conformité de la qualité

Lel contrdle de la conformité de la qualité est effectué au moyen des contrdles ¢t essais
des groupes A, B, Cet D, conformément & la spécification.

Pqur les essais.des groupes B et C, les échantilions peuvent étre constitués de |modéles
-associables:

Les échantillons devant subir les essais périodiques doivent avoir été prélevés dans un ou
plt’[sieurs lots qui ont satisfait aux essais des groupes A et B. Les dispositifs inEividueIs

doivent avoir satisfait aux mesures du groupe A requises par la spécification particuliére.

3.6.1  Division en groupes et sous-groupes

La préparation des spécifications particuliéres doit suivre les lignes directives ci-dessous.

3.6.1.1 Contréles du groupe A (lot par lot)

Ce groupe prescrit les examens visuels et les mesures électriques 3 effectuer, lot par lot,
pour vérifier les principales propriétés d’un dispositif. Sauf spécification contraire, les
procédures d’associativité ne sont pas autorisées.
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3.3  Formation of inspection lots

See the Rules of Procedure of IEC Publication QC 001002, subclause 12.2.

3.4  Structurally similar devices

See the Rules of Procedure of IEC Publication QC 001002, subclause 8.5.3.

Details concerning grouping are given in the relevant sectional specification.

3.5 anting of qualification approval

See the|Rules of Procedure of IEC Publication QC 001002, subciause 11.3.1.

Either npethod a) or b) of the Rules of Procedure, subclause 11.3.1, may,be used at the
manufagturer’'s option following inspection requirements given in,. 'the sectignal
specification. Samples may be composed of appropriate structurally-similar devices, In
some cgses, Group D tests are required for qualification approval.

All varigbles measurements called for as post test end-points ‘in the detail specification
shall be|recorded as variables data.

The quTification report shall inclyde a summary of all‘the test results for each group and
sub-groyip, including number of devices tested. .and number of devices failed. This
summary shall have been derived from variables and/or attributes data.

Manufagturers shall retain all data for provision to the NSI on demand.

3.6  Quality conformance inspection

Quality ponformance inspection shall consist of the examinations and tests of Groups| A,
B, C and D, as specified

For Groyip B and C.inspection, samples may be composed of structurally similar deviceg.

Samples for.periodic tests shall be drawn from one or more lots which shall have passged
Group A and B inspection. Individual devices shall have passed the Group A measure-
ments called for in the detail specification.

3.6.1  Division into groups and sub-groups

The following guidelines are to be used in the preparation of detail specifications.

3.6.1.1 Group A inspection (lot by lot)

This group prescribes the visual inspection and the electrical measurements to be made
on a lot-by-lot basis to assess the principal properties of a device. Unless otherwise
specified, structural similarity groupings are not permitted.
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Le groupe A se divise en sous-groupes appropriés comme suit:

Sous-groupe A1:
Sous-groupe A2:

Sous-groupes A3 et A4:

Ce sous-groupe comprend I'examen visuel externe
comme spécifié au paragraphe 4.2.1.1.

Ce sous-groupe comprend les mesures des caractéris-
tiques principales du dispositif.

Ces sous-groupes peuvent ne pas étre requis. lis
comprennent les mesures des caractéristiques
secondaires du dispositif. Les exigences pour chaque
catégorie de dispositifs sont données dans la spécification

3.6

Ce
tai

3.6

Ce
prg

1.2 Contréles du groupe B (lot par lot, sauf pour la catégorie 1
[voir paragraphe 2.6])

.1.83  Contréles du groupe C (périodiques)

intermédiaire—applicable.Le choix-entra las sous-groupes
A3 ou A4 pour des mesures données est régi ‘ayant tout
par lintérét qu'il y a a les effectuer pour Un-niveau de

qualité donné.

groupe prescrit les procédures a utiliser pour vérifier certaines propriétés con‘EIémen-
es du dispositif, et comprend les essais mécaniques, climatiques et d’enduranc
que pouvant habituellement s’effectuer en une semaine.

électri-

groupe prescrit les procédures & utiliser de fagon périodique pour vérifier gertaines
priétés complémentaires du dispositif, et comprend des mesures électriqyes, des

essais climatiques, mécaniques et d’endurance qu’il convient d’effectuer & des infervalles

de

3.6

.1.4  Divisions en sous-groupes du groupe B et du groupe C

trois mois (catégories Il et Ill) ou un:an (catégorie 1), ou dans les délais prescfits dans
la $pécification correspondante.

Popr faciliter la comparaison et pour permettre un passage facile du groupe B ay groupe

C,

gre
co

La

respondants.

division eSst-la suivante:

Sous=groupes B1/C1:

Sous-groupes B2b/C2b:

Sous-groupes B2¢/C2c:

Sous-groupes B3/C3:

et vice versa lorsque c’est nécessaire (voir paragraphe 3.6.3), les essais| de ces
upes ont été répartis en sous-groupes qui portent les mémes numéros pour les essais

Ces sous-groupes comprennent les mesures [vérifiant
I'interchangeabilité dimensionnelle des dispositifs.

= fiant les
propriétés électriques et optiques du dispositif dues & sa
conception. '

Ces sous-groupes comprennent les mesures complétant
la vérification de certaines caractéristiques électriques et
optiques du dispositif déja mesurées en groupe A, dans
des conditions diverses de tension, de courant, de
température ou des conditions optiques.

Ces sous-groupes comprennent la vérification des valeurs
limites du dispositif, s'il y a lieu.

Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a
vérifier la robustesse mécanique des sorties du dispositif,
par exemple: couple, pliage des fils.
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Group A

inspection is divided into appropriate sub-groups as follows:

Sub-group A1: This sub-group comprises external visual examination as

specified in subclause 4.2.1.1.

Sub-group A2: This sub-group comprises measurements of primary

characteristics of the device.

Sub-groups A3 and A4: These sub-groups may not be required. They comprise

measurements of secondary characteristics of the device.
The correct requirements for each device category are
given in the relevant sectional specification. The choice

3.6.1.2

benMQQn_sub;gmups_AS_QLAﬂJameane.a.suLe.ms.nliis
essentially governed by the desirability of performingithem

at a given quality level.

Group B inspection (lot by lot, except for category | [see subclause 2.6])

This grojup prescribes the procedures to be used to assess certain additional propertieg of

the dev|
normally

3.6.1.3

This grd
addition
climatic

ce, and includes mechanical, climatic and electrical endurance tests that ¢an
be performed in one week.

Gtoup C inspection (periodic)

al properties of the devices, and includes electrical measurements, mechanigal,

up prescribes the procedures to be used on.a periodic basis to assess ceTin
and endurance tests appropriate for checking at intervals of either three months

(categoties I and Ill) or one year (category 1), or as specified in the relevant specificatign.

3.6.1.4

To enab

Division of Group B and Group C into sub-groups

le comparison and to facilitate change from Group B to Group C and vice vefsa

when necessary (see subclause 3.6.3), tests in these groups have been divided amagng

sub-gro

ips bearing the same number for corresponding tests.

The divi

Sub-

ion is asfollows:

groups-B1/C1: Comprise measurements that control dimensional infer-
changeability of the devices.

0 - -

properties of the devices of

at-assess-etec ptical
a design nature.

Sub-groups B2b/C2b: Comprise measurements that further assess some of the

electrical and optical characteristics of the device already
measured in Group A, by measurement under different
voltage, current, temperature or optical conditions.

Sub-groups B2¢/C2c: Comprise verification of ratings of the device, where

appropriate.

Sub-groups B3/C3: Comprise tests intended to assess mechanical robustness

of the terminations of the device, for example stud torque,
lead bending.
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Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a
vérifier I'aptitude du dispositif & étre soudé.

Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a
vérifier I'aptitude du dispositif & supporter des contraintes
climatiques, par exemple: variations de température,
étanchéité.

Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a
vérifier I'aptitude du dispositif & supporter les contraintes
mécaniques, par exemple: accélération constante.

Ces sous-groupes comprennent les essais destinés a

Sous-groupes B8/C8:

Sous-groupes B9/C9:

Sous-groupes B10/C10:

Sous-groupes B11/C11:

Sous-groupe RCLA:

Ce$ sous-groupes peuventne pas étre tous exigés.

3.6/1.5 Contréles.du groupe D

vérifier I'aptitude du dispositif a supporter Fhumidité de
longue durée.

Ces sous-groupes comprennent les essais degtinés a
vérifier les caractéristiques de défaillance du disppsitif au
cours d'essais d’endurance.

Ces sous-groupes comprennent-les essais degtinés a
vérifier les caractéristiques électriques et optiques du
dispositif dans des conditions de stockage aux
températures extrémes.

Ces sous-groupes comprennent les essais dejtinés a

vérifier le comportement du dispositif lors de variations de

pression atmosphérique.

Ce sous-groupe comprend les essais relatifs a la
permanence du marquage.

Ce sous-groupe indique un choix d'essais efou de
mesures effectués dans les sous-groupes précédepts dont
les résultats doivent figurer dans les Rapports certifiés de
lots acceptés (RCLA).

Ce| groupe prescrit les procédures a utiliser & des intervalles de 12 mois ou pour

’hgmologation seulement.

3.6{2 _-Exigences de contrble

Leg régles d’échantillonnage statistique décrites au paragraphe 3.7 doivent étre utilisées.

3.6.2.1 Critéres pour le rejet d’'un lot

Les lots qui ne satisfont pas aux exigences de contréle de la conformité de la qualité du
groupe A ou du groupe B ne sont pas acceptés. Lorsque, au cours d'un contrble, des
dispositifs ne satisfont pas aux exigences d'un essai d’'un sous-groupe susceptibles
d’entrainer le rejet du lot, on peut mettre fin au contrle et le lot est alors considéré
comme un lot rejeté en groupes A et B. Si un lot est retiré parce qu’il ne répond pas aux
exigences de controle et qu'il n'est pas de nouveau soumis au contrdle, il doit étre

considéré comme un lot rejeté.
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Sub-groups B4/C4:

Sub-groups B5/C5:

Sub-groups B6/C6:

Sub-groups B7/C7:

- 25~

Comprise tests intended to assess solderability of
device.

the

Comprise tests intended to assess the ability of the device

to withstand climatic stresses, for example change
temperature, sealing.

of

Comprise tests intended to assess the ability of the device

to withstand mechanical stresses, for example acce
ation, steady state.

ler-

Comprise tests intended to assess the ability of the device

Sub-groups B8/C8:

Sub-groups B9/C9:

Sub-groups B10/C10:

Sub-groups B11/C11:

Sub-group CRAL:

to withstand Tong-term humidity.

Comprise tests intended to assess failure characteris
of the device under endurance testing.

Comprise tests intended to assess electrical and opt
properties of the device under storage conditions
extremes of temperature.

Comprise tests intended to‘assess performance of
device during variations of air pressure.

Comprise tests on¢permanence of marking.

Lists a selection of tests and/or measurements done in
preceding ¢sub-groups, the results of which are to
presented in the Certified Record of Released L
(CRRL).

These gub-groups may not all be required.

3.6.1.5| Group D inspection

This group prescribes\the procedures to be carried out at intervals of 12 months or

qualification approval only.

3.6.2 |[Inspection requirements |

tics

cal
at

the

the
be
ots

for

The statistical sampling procedures described in subclause 3.7 shall be used.

3.6.2.1 Criteria for lot rejection

Lots failing to meet the quality conformance inspection of either Group A or Group B
inspection shall not be accepted. If during quality conformance inspection devices fail a
test in a sub-group that would result in the lot being rejected, the quality conformance
inspection can be terminated, and the lot shall be considered a rejected lot in Groups A
and B. If a lot is withdrawn in a state of failing to meet quality conformance requirements
and is not resubmitted, it shall be considered a rejected lot.
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3.6.2.2 Lots resoumis au contréle

Les lots non conformes, qui ont été corrigés lorsqu'il est techniquement possible de le
faire, et resoumis au contrble, ne doivent comprendre que des dispositifs qui faisaient
partie du lot original, et ne doivent étre resoumis qu’une seule fois pour chaque groupe de
contréle (groupes A et B). Les lots resoumis doivent étre gardés séparément des
nouveaux lots et clairement identifiés comme étant des lots resoumis. Les lots resoumis
doivent étre rééchantillonnés au hasard et soumis a un contréle renforcé pour tols les
sous-groupes dont les exigences n’avaient pas été respectées. Les lots resoumis pour
non-conformité aux exigences du groupe B doivent également subir les essais du
groupe A.

3..2.3 Procédure en cas de panne du matériel d’essai ou d’erreur de la part,d.
l'opérateur

Logsqu’il y a lieu de croire que les défauts résultent d’'une défectuosité du matérie] d'essai
ou|d'une erreur de I'opérateur, les défauts sont consignés dans le rapport d'essais qui se-
ra présenté & 'ONS accompagné d’une compléte description des raisons qui permettent
de|croire que les résultats d'essais ne sont pas valables (ces défauts peuvent glors ne
pasg figurer dans les RCLA avec I'agrément de PONS). Le.contréleur doit décider si des
dispositifs de remplacement provenant du méme lot de contrdle peuvent étre ajqutés au
prelévement. Les dispositifs de remplacement doivent subir les mémes essais qu’ont subi
les| dispositifs refusés avant I'échec, ainsi que tous les autres essais spécifiés guxquels
les|dispositifs refusés n’ont pas été soumis avant Féchec.

3.6.2.4  Procédure en cas d’échec aux essais périodiques

En|cas d’échec en groupe B, les résultats des essais correspondants du groupeg C (voir
paragraphe 3.6.1.4) ne sont pas valables.

En(cas d’échec aux essais périodiques, pour des raisons autres qu'une défectupsité du
majériel d’essai ou une erreur-de la part de l'opérateur:

Voir les Régles de procédure de la Publication QC 001002 de la CEl, paragraphe 12.6,
avgc les modifications:suivantes:

paragraphe 12.6.1, point a): "suspendre I'acceptation dans le cadre du Systéme de
fous les composants associés."

paragraphe 12.6.4, point-a): "la procédure d’acceptation dans le cadre du $ystéme
fles lots de controle corrigés est reprise immédiatement aprés correction du dgfaut de
fabrication.”

- paragraphe 12.6.8: "lorsque T'homologation a été retirée, en application des
dispositions du paragraphe 12.6.7, elle peut étre rétablie par une procédure simplifiée
(comportant les essais prouvant qu'il a été remédié a la défaillance) fixée par 'ONS."
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3.6.2.2 Resubmitted lots

Failing lots, that have been reworked when technically possible and are resubmitted for
quality conformance inspection, shall contain only devices that were included in the
original lot and shall be resubmitted only once for each inspection group (Groups A
and B). Resubmitted lots shall be kept separate from new lots and shall be clearly
identified as resubmitted lots. Resubmitted lots shall be randomly resampled and
inspected for all failed sub-groups, using tightened inspection. Resubmission for a
Group B failure shall include inspection to Group A.

3.6.2.3 | Procedure in case of test equipment failure or operator error

if any dpvices are believed to have failed as a result of faulty test equipment or operator
error, the failures shall be entered in the test record (but may be excluded from the CRRL
by agregment with the NSI) and shall be submitted along with a complete explanation why
the failures are believed to be invalid to the NSI. The Chief Inspectorshall decide whether
replacement devices from the same inspection lot may be added to' the sample. Replace-
ment dgvices shall be subjected to the same tests to which thé discarded devices were
subjected prior to failure and to any remaining specified tests to which the discarded
devices|were not subjected prior to failure.

3.6.2.4 | Procedure in case of failure in periodic tests

When a|Group B failure occurs, the corresponding Group C tests (see subclause 3.6.1.4)
are invaflid.

In the gvent of failing periodic tests<inspection for causes other than faults or opergtor
error:

See Rurrs of Procedure of |EC Publication QC 001002, subclause 12.6, with the following
amendments:

- sbbclause 12.6.1/item a): "suspend further releases under the System of all compo-
nents within the structurally similar set."

- stibclause _12.6.4, item a): "the procedure for release under the System of corrected
‘lots ghallbe returned immediately after correcting the manufacturing fault."

- subclause 12.6.8: "If qualification approval has been withdrawn in accordance with
subclause 12.6.7 of the Rules of Procedure, it may be re-instated by a.simplified
procedure (which focuses on the tests of those features which caused the failure) at the
discretion of the NSL."
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3.6.3 Procédure supplémentaire pour le contréle réduit
3.6.3.1 Groupe B

it est possible d'utiliser une procédure spéciale de contréle réduit qui permet au fabricant
d’exécuter les essais appropriés du groupe B dans des conditions de contréle normal tous
les quatre lots avec un intervalie maximal de trois mois, au lieu de les effectuer lot par lot,
pour les essais de tous les sous-groupes du groupe B. Cette procédure spéciale
s'applique a chaque sous-groupe dans la mesure ou chaque sous-groupe satisfait aux
exigences prévues. Cette modification s’applique a condition que 10 lots successifs aient
subi avec succés les contréles du groupe B. Le retour aux essais de contréle normal du
ng B—doit—étre—effectué—lorsguun—éechantilon—na—pas—satisfait—ady oxi ces de
corftréle d’un sous-groupe dans le cas de la procédure de contrble réduit.

3.6/3.2 Groupe C

Lorgqu'une période de trois mois est spécifi€ée entre les essais périodiques, la |période
entte les essais peut étre prolongée jusqu’a six mois, pourvu que trois essais périodiques
corlsécutifs aient été effectués avec succés a intervalle de trois mois. Le retour a
I'infervalie normal de trois mois doit s’effectuer lorsqu’un échantilion n’a pas satigfait aux
exigences de contrble d’un sous-groupe dans la procédure permettant I'allongemegnt de la
pérjodicité des essais (voir aussi paragraphe 3.6.2.4).

3.6]14 Exigences d’échantillonnage pour les petits-lots

Lorgque la taille d’'un lot ne dépasse pas 200, on doit utiliser 'une des progédures
suiyantes en accord avec les exigences appropriées de I'annexe A. (Si le systeme NQA
.est| spécifié, le systéme NQT équivalent doit d’abord étre extrait du tableau A-Ill de
annexe A.)

p) Essais non destructifs

1) Contréle & 100 % des-dispositifs ou des circuits pour chaque essai réputé non
destructif.

Ou:

2) Tout plan d'échantillonnage simple NQT approprié, provenant du tableay A-ll de
Fannexe A.

Ou:
3) Taut plan d'échantillonnage double NQT approprié.

) ~Essais destructifs
! i i i A-li de

I'annexe A.
Ou:
2) Tout plan d'échantillonnage double NQT approprié.

3.6.5 Rapports certifiés de lots acceptés (RCLA)

Voir les Régles de procédure de la Publication QC 001002 de ia CEl, article 14.
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3.6.3

Supplementary procedure for reduced inspection

3.6.3.1 Group B

A special reduced inspection procedure may be used which allows the manufacturer to
carry out the appropriate Group B tests at normal inspection on every fourth lot with a
maximum interval of three months instead of on a lot-by-lot basis for the tests in all
sub-groups of Group B inspection. This special procedure applies to each sub-group as
and when each sub-group meets the required conditions. The condition for this change
shall be that 10 successive lots have passed Group B inspection. Reversion to normal
inspection in Group B shall be made when a sample has failed to meet a sub-group

inspection under the reduced inspection procedure

3.6.3.2 | Group C

When

g three-month interval is specified for periodic tests, the test/period may

extendefd to six months provided that three successive periodic tests have been passeq
three-mpnth intervals. Reversion to the normal three-month interval shall be made whe

sample

(see alsp subclause 3.6.2.4).

3.6.4

Sampling requirements for small lots

Where a lot size is 200 or less, the following procedures, complying with the appropri
requirements of Appendix A, shall be used. (Where the AQL system is specified, the e
valent LITPD shall first be selected from Table ‘A-llI of Appendix A.)

a)

b)

3.6.5

Non-destructive testing

1) 100 % of the devices or(circuits shall be inspected for any test indicated
npn-destructive.

Or:

2) Any appropriate" LTPD single sampling plan selected from Table A-ll
Appendix A.

Qr:
3) Any appropriate LTPD double sampling plan.
Destructive testing

be
at
ha

has failed to meet a sub-group inspection under the extended interval procedure

jate

jui-

as

of

1) Any appropriate LTPD single sampling plan selected from Table A-ll
Appendix A.

Or:
2) Any appropriate LTPD double sampling plan.

Certified Records of Released Lots (CRRL)

See Rules of Procedure of IEC Publication QC 001002, Clause 14.

of


https://iecnorm.com/api/?name=c61b5d68331338e0cdf7fe6102ab75d5

—-30- 747-10 © CEI

3.6.6 Livraison des dispositifs soumis a des essais destructifs ou non destructifs

Les essais sont indiqués dans les spécifications particuliéres cadre comme étant destruc-
tifs (D) ou non destructifs (ND). Les dispositifs soumis & des essais destructifs ne doivent
pas faire partie du lot de livraison. Les dispositifs soumis & des essais d’environnement
non destructifs peuvent étre livrés, & condition d’avoir subi & nouveau les essais du
groupe A et d'y satisfaire.

3.6.7 Livraisons différées

Les fabricants peuvent, & leur discrétion, livrer des dispositifs-conformes & uh niveau
d'gssurance plus sévére pour répondre a des commandes ™ concernant un niveau
d’'assurance moins sévére.

3. Reégles d’échantillonnage statistique

Pdur les contrdles du groupe A, on doit utiliser spitJes régles d’échantillonnage NQA (dé-
crifes dans la Publication 410 de la CEl et dans la Norme ISO 2859), soit lgs régles
d’échantillonnage NQT (décrites dans Pannexe A). La spécification particuliére doit
spgcifier la procédure a utiliser; les valeurside NQA (et des niveaux de contrdle) (et celles
de|NQT sont données dans les spécifications intermédiaires.

Paur les contrdles des autres groupes, on doit utiliser les régles d’échantillonnage NQT.

Tous les essais d'un sous-grotipe ou d’une partie d’'un sous-groupe doivent corréspondre
a yn seul NQA (et un seul'nijveau de contréle) ou a un seul NQT.

3.1.1  Plans d’échantillonnage NQA (niveau de qualité acceptable)

Il |existe trois «types de plans d'échantillonnage différents: échantillonnage| simple,
éechantillonnage double et échantillonnage multiple. Lorsque plusieurs types de plans sont
digponibles pour un NQA et une lettre code donnés, le choix est libre. (Voir Publication
- 41D de la CEl, paragraphe 3.5.)

Voir annexe A.

3.7.3  Corrélation entre les plans d’échantillonnage NQA et NQT

Afin d’avoir une corrélation acceptable entre les plans d’échantillonnage NQA et NQT, la
valeur maximale du critére d’acceptation, pour le groupe A, ne doit pas dépasser 4 (voir
annexe A, tableau A-1l1).
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Delivery of devices subjected to destructive or non-destructive tests

Tests considered as destructive are marked (D) in the blank detail specifications. Devices
subjected to destructive tests shall not be included in the lot for delivery. Devices
subjected to non-destructive environmental tests may be delivered provided they are

reteste

3.6.7

d to Group A requirements and satisfy them.

Delayed deliveries

Before delivery of lots in store for more than two years, the lots or the quantities to be

delivered shall undergo the specified Group A inspection and the Group B solderability

tests. Pnce this has been done for the complete lot, no further retesting is requireg

anothe

3.6.8

- two years.

Supplementary procedure for deliveries

Manufacturers may, at their discretion, supply devices that have met a more se

assess

ment level against orders for a less severe assessment level;

3.7  $tatistical sampling procedures

For Grpup A inspection, either the AQL sampling procedure (described in IEC Publica

410 a
shall b
both A
tions.

| for

vere

ition

used. The detail specification shall specify which of the procedures is to be u
QL (and inspection levels) and LTPD values are given in the sectional speci

For other group inspection, the LTPD procedure shall be used.

All the

tests in one sub-group or section of a sub-group shall be collectively assessed

single AQL (and inspection level)or LTPD.

3.7.1

There
of plan

AQL (Acceptable-quality level) sampling plans

bre three types.of sampling plans: single, double and multiple. When several ty
B are available for a given AQL and code letter, any of them may be used. (See

Publicgtion 410;-subclause 3.5.)

3.7.2

ISO Standard 2859) or the LTPD sampling procedure (described in AppendiF A)

ed;
ica-

to a

/pes
IEC

Lot tolerance per cent defective (LTPD) sampling plans

See Appendix A.

3.7.3

Correlation between AQL and LTPD sampling plans

To ensure acceptable correlation between AQL and LTPD sampling plans, the maximum
acceptance number for Group A inspection should not be greater than 4 (see Appendix A,
Table A-111).
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3.8 Essais d’endurance avec NQT spécifié

Lorsque le NQT est spécifié, la procédure d’acceptation doit étre conforme a celle de
Pannexe A, article A2. S’il se produit une défaillance, on peut utiliser les procédures de
I'article A3 ou de I'article A4 de I'annexe A.

S'il se produit une défaillance du lot final, on applique la procédure du paragraphe 3.6.2.4.

3.9 Essais d’endurance avéc taux de défaillance spécifié

Le taux de défaillance est défini comme étant le NQT exprimé en pourcentage par mille
hegres:

OTE - Le taux de défaillance maximal autorisé pendant l'essai d’'endurance ne doit pas servif pour une
rédiction de ta fiabilité dans des conditions normales de fonctionnement. Les contraintes sur les
ispositifs, dans des conditions normales de fonctionnement, sont en général trés.inférieures & celles
mposées pendant les essais d’endurance (ol il y a alors accélération des mécanismes de défaillance). De
lus, le taux de défaillances précoces des dispositifs (par exemple pendant les.premiers milliers d’heures
o fonctionnement) est en général plus élevé que celui constaté par la suite,

3.9.1 Généralités

Les essais d’endurance doivent étre effectués conformément aux procédures cittes. Les
esgais d'endurance a contraintes égales ou inférieurés aux valeurs limites des digpositifs
sont considérés comme non destructifs.

3.9.2 Constitution des échantillons

de|contrble (voir annexe A). La taille .de I'échantillon destiné & un essai de 1 000 h est

Leg échantillons destinés aux essais d’endurance doivent étre pris au hasard dzﬁs le lot
ifié) ou

chaisie par le fabricant a partir du tableau A-1 (colonne du taux de défaillance sp
du [tableau A-ll {colonne de la taille N du lot) (annexe A).

Le [critére d’acceptation est celui qui correspond a la taille choisie.

3.9.3 Défauts

Tolit dispositifidont une ou plusieurs caractéristiques sort des limites spécifiées pour les
esgais d'endirance, a I'une quelconque des mesures intermédiaires ou finales spgcifiées,
doit étre_comptabilisé comme un défaut et considéré comme tel pour les mesures
intermédiaires et finales suivantes. Si I'échantillon est défectueux, le fabricant est|libre de
mettrefin aux essais.

3.9.4 Durée des essais d’endurance et taille de I'échantillon

Lorsque le taux de défaillance est spécifié, la durée de I'essai d’endurance est de 1 000 h
en premier lieu. Quand un échantillon a subi avec succés 'essai de 1 000 h, des essais
d’endurance d’'une durée minimale de 340 h pour de nouveaux échantillons peuvent étre
effectués, pourvu que ces échantillons soient présentés dans les 120 jours suivant I'essai
de 1 000 h. Les spécifications particuliéres peuvent préciser une durée maximale de
2 000 h. La taille de I'échantillon pour un essai d’endurance d’une durée autre que 1 000 h
est inversement proportionnelle & la durée de I'essai, de sorte que le produit des heures
d’essai par le nombre de composants soit égal a la taille de I'échantillon qui aurait été
choisi pour I'essai de 1 000 h. Le critére d’acceptation est également déterminé a partir de
la taille d’'un échantillon qui aurait été soumis & un essai d’'une durée de 1 000 h.
L’échantillon est accepté si le nombre de défauts & la fin de I'essai ne dépasse pas celui
du critére d’acceptation.
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3.8 Endurance tests where LTPD is specified

Where LTPD is specified, the acceptance procedure shall be in accordance with Appen-
dix A, clause A2. In the event of failure, the procedures of clause A3 or clause A4 of
Appendix A may be used.

In the event of a final lot failure, the procedure of subclause 3.6.2.4 shall apply.

3.9 Endurance tests where the failure rate is specified

Failure rate as used herein is defined as LTPD expressed in per cent per thousand hours.

NOTE|- The maximum permitted failure rate during the endurance testing should not be used|for
predicfions of reliability under normal operating conditions. The stresses on the devices, under norfnal
operat{ng conditions, are normally much lower than those imposed during the endurance tests (where the
accelofation effect occurs). In addition, the failure rate of devices in early life (e.g. during the first thousand
hours ¢f operation) tends to be higher than in later life. h

3.9.1 |General

Enduranice tests shall be conducted in accordance with the procedures mentioned.
Endurance tests performed on devices at, or within, theirimaximum ratings shall be con-
sidered pon-destructive.

3.8.2 [Selection of samples

Sampleg for endurance tests shall be selected at random from the inspection lot (Jee
Appendik A). The sample size for a 1 000 h;test shall be chosen by the manufacturer from
Table A4l or A-ll (Appendix A) from the column under the specified failure rate (Table A-1)
or the agtual lot size (Table A-Il).

The acgeptance number shall-be the one associated with the particular sample sjze
chosen.

3.9.3 [|Failures

A device which fails;one or more of the end-point limits specified for endurance tests| at
any spegified reading interval shall be considered a failure and be considered as such at
any suqsequent reading interval. If the sample fails, the test may be terminated at the

discr.eti n of\the manufacturer.

3.9.4 Endurance test time and sample size

Whenever the failure rate is specified, the endurance test time shall be 1 000 h initially.
Once a sample has passed the 1 000 h test, endurance tests with a minimum duration of
340 h may be initiated for new samples provided that 120 days have not elapsed since a
1 000 h endurance test. A detail specification may allow a maximum of 2 000 h. The
sample size for an endurance test time other than 1 000 h shall be chosen according to
the relationship of inverse proportionality between test time and sample size, such that the
total unit test hours accumulated (sample size x test hours) is equal to the amount that
would have been chosen for the 1 000 h endurance test. The acceptance number shall
also be determined from the sample size associated with the same 1 000 h test. The
sample shall be accepted if the number of failures at the end of the test period does not
exceed the acceptance number.
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3.9.5  Procédure a suivre lorsque le nombre de défauts constatés est supérieur au
critére d’acceptation

Lorsque le nombre de défauts constatés pour un essai d’endurance est supérieur au
critére d’acceptation, le fabricant doit choisir 'une des possibilités suivantes:

1) retirer 'ensemble du lot;

2) ajouter des dispositifs & I'échantillon, en respectant les exigences mentionnées au
paragraphe 3.9.5.1;

3) prolonger la durée de I'essai jusqu’a 1 000 h, en respectant les exigences mention-
nées au paragraphe 3.9.5.2, lorsque la durée d’essai initialement choisie était
nférieure 4 1 000 h.

Apriés avoir choisi I'une des possibilités précédentes, on applique la 'procédure du
parpgraphe 3.6.2.4.

3.9|156.1  Dispositifs supplémentaires

loty représentés. Lorsqu’un tel choix est fait, le fabricant doit choisir une nouveile taille
‘totale (somme des premiers dispositifs et des supplémentaires) & partir du tableau A-l
(cojonne du taux de défaillance spécifi¢) ou du tableau ‘A-1l (colonne de Ia taille N du lot)
(anpexe A). Il faut prélever dans le lot suffisamment.de nouveaux dispositifs pouf que la
taille totale de I'échantillon soit égale a la nouvellétaille totale choisie. Le nouveau critére
et les

Il nfest permis d’ajouter des dispositifs a I'échantillon qu’une._seule fois pour cha£un des
i
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3.9.5

Procedure to be used if the number of observed failures exceeds the accepta
number

nce

In the event that the number of failures observed in endurance tests exceeds the
acceptance number, the manufacturer shall choose one of the following options:

1) withdraw the entire lot;

2) add additional samples in accordance with subclause 3.9.5.1;

3) extend the test time to 1 000 h in accordance with subclause 3.9.5.2, if a test time

less

After a
apply.

3.9.5.1

than 1 000 h was originally chosen.

pplying one of the preceding options, the procedure of subclause 3.6.2:4 s

Additional samples

hall

This opftion shall be used only once for each submission. When this’ option is chosen, a

new tot

A-l or A-ll (Appendix A) from the column under the specified failure rate (Table A-l) or

actual |

to the newly chosen total sample size shall be selected from the lot. The new accepta
number| shall be the one associated with the new total sample size chosen. The ad

sample
initial s|
exceed

shall be subjected to the same endurance test conditions and time period as
ample. If the total observed number of defectives (initial plus added) does
the acceptance number for the total,sample, the lot shall be accepted; if

observgd number of defectives exceeds the new acceptance number, the lot shall

rejected.

3.9.5.2

if an e
failures
may, i

Extension of endurance test period

bt size (Table A-1l). A quantity of additional units sufficient to increase the saanle

hdurance test time period less than 1 000 h is being used and the number
observed.in the initial sample exceeds the acceptance number, the manufactyrer

al sample size (initial plus added) shall be chosen by the manufacturer from Tgble

the

ce
Hed
the
not
the
be

of

tead of adding additional samples, choose to extend the test time of the ertire

initial spmple to 1 000-h.and determine a new acceptance number from Table A-l or
(AppendixA). The new acceptance number shall be that associated with the largest

sampli
test. A
at the

device which is a failure at the initial reading interval shall be considered as s
1 000:h reading interval; if the observed number of defectives exceeds

acceptgnee number, the lot shall not be accepted.

A-H

g size in the specified column which is less than or equal to the sample sizg on

ch
this
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3.10 Procédures d’'essais accélérés

Les procédures d’'essais accélérés peuvent, quand elles sont permises, étre utilisées pour
obtenir un résultat d’essai en un temps plus court que celui qui serait nécessaire pour un
essal non accéléré et doivent fournir la méme Assurance de Qualité. La spécification
particuliére doit indiquer si I'essai accéléré est considéré comme destructif.

Cette possibilité existe:

a) Pour 'homologation et I'assurance de la qualité

- _les essais périodiques (essais des groupes C et D) qui font partie des exigences
contractuelles de cette spécification générique (et de la spécification intermédiaire
correspondante) peuvent étre effectués en utilisant les procédures d’essais
données dans ce paragraphe (ou dans un paragraphe équivalent de la.spécjfication
intermédiaire chaque fois que les conditions du paragraphe 3.10.1'sont plejnement
satisfaites.

p) Pour la sélection de produits finis

- les procédures pour les essais accélérés peuvent étre utilisées lorsqu’elles sont
permises par la spécification intermédiaire et la présente spécification générjque.

3.10.1  Exigences pour les essais périodiques

Un [fabricant peut utiliser une procédure pour les\essais accélérés en accord javec le
paragraphe 3.10 a) si les conditions suivantes sont'remplies:

L’ONS doit étre informé des essais que le fabricant désire effectuer en utilisant une
rocédure pour les essais accélérés et.de toutes les modifications apportées|a cette
rocédure.

Les rapports certifiés de lots acceptés (RCLA) doivent faire la mention de
[utilisation de procédures accélérées.

Le fabricant doit, & la. demande du client, fournir des détails sur la procédtJ‘re pour
lles essais accélérés. Cette obligation s’applique aussi dans le cas de clients achetant a
n distributeur agréé.

3.10.2 Procédure pour les essais d’endurance électrique accélérés par augmentation
de température

L'a¢céleration.est obtenue par une augmentation de température et ne doit étre |utilisée
qu¢ lorsqueie taux de défaillance attendu évolue suivant une valeur d’énergie d’agtivation
constante sur la gamme de températures virtuelles de jonction, obtenues lors d'un essai
non accéléré et d’'un essai accéléré. T

Lorsque ces conditions sont remplies, la procédure pour les essais accélérés doit
détecter:

- si le mécanisme de défaillance attendu est présent & un niveau anormalement
élevé;

- si un autre mécanisme, capable de réduire la durée de vie, est présent & un niveau
significatif.
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3.10  Accelerated test procedures

Accelerated test procedures may, when eligible, be used to obtain a test result in a time
period shorter than would be required for a non-accelerated test. They shall give the equi-
valent Quality Assessment. The detail specification shall indicate whether or not the acce-
lerated test is considered as destructive.

Eligibility:

a) For Qualification Approval and Quality Conformance

- periodic tests (Group C and D tests) which are part of the mandatory
réquirements of this generic specification (and appropriate Sectional Specification)

ay be performed using the test procedures given in this clause (or equivalent
clause in the sectional specification) wherever the requirements of subclause’3.10.1
can be met in full.

b) For screening purposes on finished devices

accelerated test procedures may be used as permitted by the sectional specifica-
ipn and this generic specification.

-

3.10.1 | Requirements for eligibility in periodic testing

A manyfacturer may use an accelerated test procedure in accordance with subclapise
3.10 a) |f the following conditions are met:

- The NSI shall be notified which tests have-been performed using an accelergted
test procedure, and of any changes to that procedure.

- Hach CRRL shall indicate where an-accelerated test procedure has been used.

- The manufacturer shall, on‘request, supply all details of the accelerated fest
proc;)dure to the customer. This includes customers who purchase from an approyed
distributor.

3.10.2 | Procedure for thermally-accelerated electrical endurance testing

The acg¢elerationiis-achieved by thermal overstress and shall only be applied when |the
expected failure-rate of the device is described by a constant activation energy over the
range of virfual junction temperatures between those obtained by non-accelerated testing
and by pccelerated testing.

Where this applies, the accelerated test procedure will detect:

- whether the expected failure mechanism is present to an abnormally high extent;

- whether another mechanism, capable of reducing life, is present to a significant
extent.
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1) Développement théorique

On suppose que le ou les mécanismes de défaillance puissent étre accélérés par une
augmentation de la température virtuelle de jonction. Pourvu que la valeur d'énergie
d’activation relative au mécanisme de défaillance attendu soit connue et constante
dans la gamme des températures virtuelles de jonction appliquées, la relation entre le
temps et la température pour ce mécanisme de défaillance peut étre exprimée de la

fagon suivante (loi d’Arrhénius):

t, E, 1 1
F=— =exp . -— - -

t k T, T,

- \ L] - /

F = facteur d’accélération thermique

E, = valeur de I'énergie d'activation, en électron-volts

t,.t, = durées de l'essai non accéléré et de l'essai accéléré, exprimées’en unités de temps

T,. T, = températures virtuelles de jonction lors de I'essai non @ceéléré et de l'esss
exprimées en kelvins

k = 8,62-10°eV (constante de Boitzmann).

2) Conditions d'essai
Température:

Le fabricant doit choisir une valeur de la température virtuelle de jonction (
changement de la température choisie-entraine I'application du paragraphe 3.1

a la température virtuelle de jonction au-dessus de laquelle la courbe d

i accéléré,

T,). Tout
0.1.

nnant le

Pour les circuits intégrés seulement;.la température choisie doit étre inférieur}ou égale

courant d'alimentation en fonction de la température virtuelle de jonction
linéaire.

‘est plus

A la température virtuelle de jonction choisie T,, il ne doit pas y avoir de ch‘r_ngement

important dans le fonctionnement du dispositif comparativement aux con
I'essai non accéléré.

Durée:

itions - de

La durée de I'essai accéléré (t,) doit étre calculée en utilisant I'équation dpnnéee au

paragraphe 3.10.2 1).
Charge électrique:
Selon le dispositif, voir les Publications 747-1, 747-2, 747-3 de la CEl, etc.,

tion contraire.

3) Regroupement par associativité

En cas d’'application des procédures d’associativité, le regroupement par associativité
est applicable pourvu que les modéles soient spécifiés suivant la méme BDS (ou la

méme FS si approprié).
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1) Theoretical aspects

It shall be assumed that the failure mechanism(s) can be accelerated by increase of
virtual junction temperatures. Provided that the activation energy value associated with
the expected failure mechanism of the device is known and constant over the applied
virtual junction temperature range, the relationship between time and temperature for
_this failure mechanism may be expressed as follows (Arrhenius’ law):

t, Ea(1 1>
F=— =exp-— | — - —
\

L, K T, T,

4 ] - /
wherd:
F = thermal acceleration factor
E = activation energy value in electron volts

t | = duration of the non-accelerated and the accelerated tests, expressed in units of time

T1, T: = virtual junction temperature for the non-accelerated and the accelérated tests, expressed in
[ kelvins

k = Boltzmann constant = 8.62 - 10~ eV.

2) Test conditions
Temperature:

Pl

The |manufacturer shall nominate a value of ‘virtual junction temperature (7).
change of nominated value shall invoke the requirements of subclause 3.10.1.

ny

For iptegrated circuits only, the nominated value shall be less than or equal to the |vir-
tual junction temperature above which.@ curve, plotting power supply current agajnst
virtual junction temperature, departs-from linearity.

At tlz nominated virtual junction temperature T7,, there shall be no major changesg in
devige operation when compared with the non-accelerated conditions.

Duration:

The duration of the accelerated test (t,) shall be obtained from the equation given in
subcjause 3.10:2°1).

Elecfrical loading:

Depgnding on the device, see IEC Publications 747-1, 747-2, 747-3, etc., chapter
not . e . o

if

3) Structural similarity grouping

When accelerated testing is used in periodic testing, structural similarity grouping may
be used providing the devices are specified under the same BDS (or FS if appropriate).
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4) Procédures d’essais

L’essai doit étre exécuté de la fagon identique a celle d’un essai non accéléré avec les

exceptions suivantes:

- A la fin de Fessai, la température ambiante doit étre rétablie 4 25 £ 5§ °C. Les
conditions de polarisation doivent étre maintenues jusqu'a ce que I'équilibre en
température soit atteint.

- La température de la chambre d’essais et la ou les tensions de polarisation du
dispositif en essai doivent étre controlées de fagon que la température ( T,) et la
tension de polarisation (V(S)) choisies soient maintenues, pendant toute la durée de

I'essai.

de la résistance thermique moyenne du composant et de la puissance dissipée.

- Toute période de temps pendant laquelle la température virtuelle de jon
inferieure & T, - 5 °C ne doit pas étre prise en considération dans le décom
durée de l'essai.

) Valeur d'énergie d’activation

valeur démontrée.

boitier.
b) Valeur démontrée: Voir procédure en 6) ci-aprés.

6) Démonstration de la valeurd’énergie d’activation

| a validite de la valeur d'énergie d’activation doit étre démontrée par le fabrig
patisfaction de 'ONS en utilisant la procédure ci-aprés.

NOTE - Cela doit normalement étre démontré par des mesures de températures, ambiantes oude bottier,

tion est
te de la

La valeur d'énergie d’activation utilisée pour calculer la durée d’essai i, a partir de
I'expression donnée au paragraphe 3.10.2 1) doit &tre’ soit une valeur admise, |soit une

a) Dans le cas ou il est impossible d’établir-une corrélation, on admet que la valeur
d'énergie d’activation est de 0,5 eV pour toutes les technologies, et quel que soit le

ant & la

a) Formation des échantillons

Prendre trois_échantillons constitués d’au moins 50 dispositifs chacun |dans la
méme ligne de fabrication.

On peut-utiliser des regles d’associativité valables pour les essais d’en
électrique non accélérés. On détermine la taille de I'échantillon de maniére & utiliser
le plus grand échantillon pour la plus faible température d’essai, de telle sprte que
'on puisse attendre approximativement le méme nombre de défaillances pour

; i i ormale-
ment moins de 2 000 h).

b) Températures d’essai

Essayer les trois échantillons dans des conditions de fonctionnement spécifiées a
chacune des trois températures ambiantes différentes (un échantillon a chaque
température). La différence entre chacune des trois températures doit &tre au moins
de 20 °C et 'une au moins de ces températures doit étre supérieure a celles
utilisées dans les essais correspondants des sous-groupes C et D.
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4) Test procedures
The test shall be conducted in a similar manner to a non-accelerated test except that:

- After completion of the test, the ambient temperature shall be restored to
25 + 5 °C. Bias conditions shall be maintained until temperature equilibrium has
been reached.

- The temperature of the test chamber and the bias voltage(s) on the device under
test shall be controlled so that the nominated temperature (T,) and bias voltage
(V(S)) are maintained, throughout the test duration.

NOTE| - This will normally be demonstrated by measurement of either ambient or case temperaturg, of
mean thermal resistance of the device and of power dissipation.

Any period of time during which the virtual junction temperature -is bejow
L, — 5 °C shall not be credited as part of the test duration.

~J

5) Activation energy value
The factivation energy value used to calculate test time £,.from the expression in sub-
clauge 3.10.2 1) shall either be an assumed value or a demonstrated value.

a) Where no demonstration is carried out, a value of E, = 0,5 eV may be assumed
for any technology and package.

b) Demonstrated value: See procedure in 6) below.

6) Demonstration of activation energy value

The palidity of the activation energy value shall be demonstrated by the manufactyrer
satisfaction of the NS{ using the following procedure.

Formation of samples

hree samples consisting of at least 50 devices each shall be taken from the sgme
oduction line,

tructural similarity rules as valid for non-accelerated electrical endurance testing
ay be used. The sample size is weighted so that the largest sample is used at|the
lgwest test temperature in such a way that roughly the same number of failureg at
ch test temperature can be expected within reasonable test times (normally within

0Ok
vit).

b) Test temperatures

The three samples shall be tested under specified operating conditions at each of
the three different ambient temperatures (one sample per temperature). The
ditference between each of the three temperatures shall be at least 20 °C. At least
one of the temperatures shall be higher than those used in the relevant Sub-group
C or D tests.
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¢) Durée de I'essai

Au moins trois mesures intermédiaires doivent étre effectuées sur chaque
échantillon, de préférence & 168 h, 500 h et 1 000 h.

Poursuivre I'essai sur chaque échantillon jusqu’a ce qu’il y ait au moins trois
dispositifs défaillants. On supposera que la défaillance se sera produite au moment
de sa détection, car cela entraine une valeur inférieure de I'énergie d’activation.

NOTE - La précision de I'évaluation est trés dépendante de la précision de la durée écoulée jusqu’'a
I'apparition du défaut.

d) Evaluation des données d’essai

Effectuer Tanalyse des défaillances pour confirmer qu'il n'y a pas introdugtion de

nouveaux mécanismes de défaillance dus & des températures plus élevées. On doit
définir les défaillances comptabilisées dans I'évaluation et celles qui ne te sqnt pas.

Les trois taux de défaillance A, trouvés permettent d’obtenir -une drpite de
régression "best fit" de In A, en fonction de Finverse de la température absolue.

A partir de cette droite, les coordonnées A et T peuvent servir pour déterminer a

partir de deux points la valeur de I'énergie d'activation ‘E_ en utilisant la
d’Arrhénius au paragraphe 3.10.2 1), en remplagant t,/1, par ArofAyy-

e) Vérification
Répéter la démonstration du facteur d’accélération thermique aprés chaque)

défaillance ayant servi & la détermination dela valeur d’énergie d’activation.

3.10.3  Chaleur humide (a I'étude)
3.10.4 Tension (a I'étude)

3.1  Agrément de savoir-faire
3.11.1  Généralités

Les composants livrés selon la Procédure d’agrément de savoir-faire ont le méme
I'inJérieur du Systéme 1IECQ que ceux qui sont livrés selon la procédure d’homol
Les| exigences suivantes sur I'agrément de savoir-faire complétent celles de la Put
QC|001002 de {a. CEl, paragraphe 11.7.

3.11.2 <Termes et définitions

3.11:24 Savoir-faire

relation

modifi-

cation importante du processus de fabrication pouvant affecter le mécanisme de

tatut a
gation.
lication

Quelle que soit la technologie utilisée, le savoir-faire d’un fabricant est défini par:

- Les régles de conception, la méthode de préparation des matériaux, les séquences

de fabrication et les procédures de contrble et d’essais.

- Les limites de performances des procédés, comme indiquées dans le manuel de

savoir-faire (CM).
- La gamme applicable des encapsulations.

- Les méthodes et moyens d'échantillonnage, de sélection et d’acceptati
produits.

on des
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¢) Test duration

At least three intermediate measurements shall be made on each sample. Preferred
intermediate measurement times are 168 h, 500 h and 1 000 h.

The test on each sample shall continue until at least three failures occur. Failure
shall be assumed to occur when it is detected, since this will give a lower activation
energy.

NOTE - The accuracy of the demonstrated activation energy value strongly depends on the accuracy

of the determination of the time to failure.

d) Evaluation of test data

F
T

atu nalysit carri ou i W Tail 1 are

—

jtroduced by the higher temperatures. It shall be defined which failures are)cgun-
d for the evaluation and which are not.

he three failure rates A, shall be used to produce a best fit regression plot in ir} A
ainst the reciprocal of absolute temperature.

om this straight line plot, A and T coordinates can be taken from two points to
tain the activation energy value E, using the Arrhenius relationship in subclapse
20.1 (1), where t,/t, is replaced by A /A ,.

Verification
e demonstration of the thermal acceleration factor shall be repeated after any

sjgnificant process change which may affect afailure mechanism for which [the

3.10.3
3.10.4
3.11

3.11.1

tivation energy value has been demonstrated.

Damp heat (under consideration)
Volitage (under consideration)
Capability approval

General

Compo

ents released under -the capability approval procedure have the same stgtus

within the IECQ System as those released under the qualification approval procedure. The
following requirements’ on capability approval procedure supplement those of IEC Publ{ca-

tion QC| 001002, subclause 11.7.

3.11.2
3.11.2.

Terms-and definitions

Capability

A manufacturer’s capability in any stated technology is defined by:

- The design rules, material preparation, manufacturing sequences, control pro-
cedures and tests.

- The performance limits for the processes as specified in the capability manual
(CM).

- The applicable range of encapsulation.

- The methods and tools of sampling, screening and acceptance of the products.
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3.11.2.2  Agrément de savoir-faire

L’'agrément de savoir-faire est accordé a un fabricant quand il a été établi que son savoir-
faire concernant les méthodes de conception, de fabrication et de contréle de la qualité
correspondant & un domaine technologique, satisfait aux exigences de la Publication
QC 001002 de Ia CEl et a celles de la présente spécification.

L'agrément de savoir-faire s’'accompagne d’essais de qualification effectués sur des
composants pour agrément de savoir-faire (CQC) représentatifs du domaine couvert par
I'agrément de savoir-faire.

3.11.2.3 Limites du savoir-faire

Tous les parametres électriques, physiques et géométriques, applicables ala‘conception,
auy procédés de fabrication et aux produits finis, déclarés par le fabricant gdans sa
dogumentation technique correspondante, constituent les limites de son.savoir-fairg.

-

3.1jt.2.4  Manuel de savoir-faire (voir aussi paragraphe 11.7.3.2 de la Publicatio
QC 001002 de la CEI)

Le [manuel de savoir-faire comprend une description compléte du savoir-faire,| fournie
directement ou par référence aux documents internes du fabricant.

3.11.2.5 Extrait du savoir-faire

Un [extrait du savoir-faire est un résumé de la.description du savoir-faire donnée|dans le
mahuel de savoir-faire, comprenant toutes~les limites de savoir-faire non congidérées
comme confidentielles par le fabricant.

3.11.2.6  Composants pour agrément de savoir-faire (CQC) (voir aussi le
- paragraphe 11.7.2 b)'de la Publication QC 001002 de la CEl)

soif spécialement congu et fabriqué dans ce but, soit prélevé dans la production, et qui est
utilisé pour vérifier le-savoir-faire (totalement ou en partie) conformément au mgnuel de
saMoir-faire.

Un|composant pour agrément de savoir-faire (CQC) est un spécimen pour essai} qui est

2.7 Rroduits associés

Leq produits associés sont des produits qui sont ou peuvent étre fabriqués dans le cadre
du [savoir-faire et sont destinés a étre livrés a des clients. Ces produits sont énumérés
da . . .

3.11.2.8  Manuel qualité

Le manuel qualité (QM) décrit, directement ou par référence aux documents internes du
fabricant, les procédures utilisées par le fabricant pour s’assurer de la conformité de ses
produits avec les spécifications applicables.

3.11.29  Audit

L’audit est une procédure de vérification effectuée par une organisation indépendante
pour s’assurer que les opérations sont conformes au manuel qualité et au manuel de
savoir-faire.
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3.11.2.2  Capability approval

Capability approval is granted to a manufacturer when it has been established that his
capability for design, manufacturing processes and quality control methods, covering a
technological domain, fulfils the requirements of IEC Publication QC 001002 and this
specification.

Capability approval is completed by qualification tests performed on Capability Qualifying
Components (CQC) which are representative of the domain covered by the capability
approval.

3.11.2. Capability limits

All eledtrical, physical and geometrical parameters applicable to design, manufactufing
processes and finished products, as specified by the manufacturer.in his relevant intefnal
documentation, form the limits of his capability.

3.11.2.4 Capability manual (see also IEC Publication QC 001002, subclause 11.7.3.2)

The capability manual includes a complete description of the capability, either directly or
by reference to the manufacturer’s internal documents.

3.11.2.5 Capability abstract

A capatrility abstract is a summary of the description/of capability as given in the capability
manual(including all capability limits not considered confidential by the manufacturer.

3.11.2.6 Capabi)ity Qualifying Components (CQC) (see also IEC Publication
- QC 001002, subclause*11.7.2 b))

A Capapility Qualifying Component (CQC) is a test specimen, either specially desighed
and magnufactured for this purpose, or taken from production, and which is used| for
verifying capability (totally.or partly) in accordance with the capability manual.

3.11.2.7  Assogiated products

An assqciated product is a product which is or can be manufactured within the limits of|the
capability and which is intended for delivery to customers. These products are listed {n a
register| of‘associated products.

3.11.2.8  Quality Manual

The quality manual (QM) describes, either directly or by reference to the manufacturer’s
internal documents, the procedures used by the manufacturer to ensure conformity of his
products with the applicable specifications.

3.11.2.9  Audit

An audit is a verification procedure performed by an independent organization to ensure
that operations are in accordance with the quality and capability manuals.


https://iecnorm.com/api/?name=c61b5d68331338e0cdf7fe6102ab75d5

_ 46— 747-10 © CEI

3.11.2.10  Régles de conception

Les régles de conception sont les données électriques et technologiques de conception
(bibliotheque de cellules comprise) et les régles d'implantation utilisées par le fabricant
pour la production d’'un composant électronique couvert par I'agrément demandé.

3.11.2.11 Changement significatif

Un changement significatif est un changement qui affecte la qualité ou la fiabilité des
produits associés ou les limites du savoir-faire.

3.11.3 Procédure d’obtention de 'agrément de savoir-faire

Un| fabricant souhaitant fournir des composants sous l'agrément de savoir-faire doit
safjsfaire aux exigences suivantes, dans I'ordre indiqué.

3.1[1.8.1 Conditions préalables

Il doit d’abord avoir obtenu son agrément de fabricant selon la ‘Publication QC 00[1002 de
la CEl, paragraphe 10.2.

3.11.3.2  Demande du fabricant pour mise sous agrément de savoir-faire

Le [fabricant doit adresser une demande écrite A Vorganisme désigné dans le$ régles
nationales en précisant I'étendue et les limites du savoir-faire proposé.

3.11.3.3  Préparation du manuel de savoir-faire

Le fabricant doit préparer le manuel de savoir-faire conformément au paragraphe 3.11.7.

3.11.3.4  Audit initial

Un|audit doit étre conduit-par 'ONS, conformément au paragraphe 3.11.9, pour vérifier
toutes les assertions du fabricant y compris les conditions mentionnées au parpgraphe
3.11.3.1.

3.11.8.5  Programme d’essais de qualification

le fabricant a lancer la fabrication des CQC, conformément au diagramme de fabyication,
puis & commencer les essais des CQC, conformément au paragraphe 3.11.8 et aux spécifi-
cations particuliéres des CQC. L'ONS est invité A assister a 'exécution du programme
d’'essais.

Apres s’éfre-assuré que toutes les conditions ci-dessus sont bien remplies, I'ONS IFutorise

3.11.3.6  Rapport d’essais

Aprés achévement des essais de qualification, le fabricant doit rédiger et soumettre a
I'ONS un rapport d’essais comportant les informations suivantes:

- la référence au manuel de savoir-faire avec la date et le numéro de sa derniére
édition; :

- Tlidentification des CQC utilisés pour les essais de qualification;

- les résultats des essais des Groupes A, B, C et (s'il y a lieu) D des CQC;
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3.11.2.10 Design rules

Design rules are the electrical and technological design data (including cell library) and
the layout rules used by the manufacturer in the production of an electronic component
which falis within his claimed capability limits.

3.11.2.11 Significant change

A significant change is a change which affects the quality or reliability of the associated
products or the capability limits.

3.11.3 —Frocedure-forgranting-capabifity-approvat

A manufacturer intending to supply components under capability approval shall;comply
with thg following requirements in the given order.

3.11.3. Preliminary conditions

He shgll have obtained prior approval as a manufacturer in accordance with JEC
ion QC 001002, subclause 10.2.

Manufacturer’s application for capability approvail

The manufacturer shall apply in writing to the body designated in the national rules stafing
the donpain and the limits of the proposed capability approval.

3.11.3. Capability manual preparation

The anufacturer shall . prepare the.i‘capability manual in accordance with
subclayse 3.11.7.

3.11.3. Initial audit

An audjt shall be carried out by the NS in accordance with subclause 3.11.9 to verify all
claims pf the manufacturerincluding the procedure of subclause 3.11.3.1.

3.11.8.5 Qualifieation test programme

After the previous clauses have been fulfilled to the satisfaction of the NSI, the NS| ghall
authorize thte manufacturer to commence manufacturing CQCs in accordance with |the

manufactufing flow charts, and to commence testing of the CQCs according to subclguse
3.11.8 lgnd—ﬂm—eee—detaﬂ—spetnwahvns—ﬁe—Nelwhaﬂ—be—mmed—m—wmssﬂ ifications: i i the

performance of the test programme.

3.11.3.6  Test report

On completion of the qualification testing, the manufacturer shall prepare and submit to
the NSI a test report which shall contain all of the following information:

- reference to the date and number of the latest issue of the capability manual;

- identification of the CQCs used for the qualification tests;
- Group A, B, C and {(where appropriate) D test resuits of the CQCs;
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- laliste des appareils utilisés pour les essais;
- un extrait du savoir-faire;

- une attestation, contresignée par 'ONS, indiquant que I'audit initial a été satistai-
sant.

3.11.3.7  Obtention de I'agrément de savoir-faire

Aprés que le fabricant a satisfait aux exigences du paragraphe 3.11.3, I'ONS doit
recommander A I'organisation désignée dans les régles nationales d’accorder I'agrément
de savoir-faire. La liste des produits associés couverts par I'agrément de savoir-faire,

ainsi_que l'extrait du savoir-faire, doivent étre approuvées par 'ONS au moment de la
délivrance de I'agrément de savoir-faire.

3.11.4  Procédure du maintien de I'agrément de savoir-faire

Poyr conserver I'agrément, le fabricant doit remplir les conditions suivantes, a la gatisfac-
tiorj de 'ONS:

) Il doit démontrer, par des essais périodiques des CQC,‘la validité constante des
imites du savoir-faire conformément au programme de qualification (voir paragraphe
.11.8).

) Les résuitats des audits conduits par FONS & des intervalles ne dépassant pas un
n doivent se révéler satisfaisants (voir paragraphe 3.11.9).

) Les produits livrés doivent répondre aux -exigences d'assurance de qualité définies
u paragraphe 3.11.10.

) Le manuel de savoir-faire doit étre.constamment tenu a jour en y incorporart toutes
es modifications récemment introduites.

) La liste des proddits associés doit étre tenue a jour.
3.11.5  Procédure pour la réduction, I'extension ou le changement du savoir-faire

Quand un fabricant agréé désire réduire, étendre ou changer le domaine de son savoir-
fairg, il est de la responsabilité du contréleur de déterminer si la réduction, I'extersion ou
le ghangement sont ou.non réellement significatifs. '

Si la réduction; Pextension ou le changement ne sont pas significatifs, ils sont enrpgistrés
par le fabricant-qui peut agir. sans demander I'accord de 'ONS.

Si fa réduction, I'extension ou le changement sont significatifs, le fabricant doit leg notifier
a lavance a I'ONS. Les résultats des essais démontrant I'effet du changement| sur les
produits en cause doivent &tre tenus a Ta disposition de TONS. Le cas écheant, le
fabricant doit appliquer le paragraphe 3.11.3 en tenant compte des résultats ou
informations déja obtenus a la satisfaction de 'ONS.

Dans le cas d'un changement significatif, I'agrément de 'ONS est obligatoire avant que le
changement ne soit introduit et, s'il y a lieu, la liste des produits associés est révisée en
conséquence.

Chagque fois que cela s’impose, le client est averti dés que possible par le fabricant.
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- list of equipments used for testing;
- capability abstract;
- a countersigned statement by the NSI of the acceptability of the initial audit.

3.11.3.7 Granting of capability approval

After the manufacturer has satisfactorily completed the requirements of subclause 3.11.3,
the NSI shall recommend to the organization designated in the national rules that
capability approval be granted The register of assoclated products covered by the

e

pe

}is
capability, it is the responsibility of the Chief Inspector to decide whether the reductign,
extension or change is significant or not.

Where the reduction,-extension or change is not significant, it shall be recorded by the
manufacfurer who-tay proceed without the approval of the NSI.

Where the_reduction, extension or change is significant, the manufacturer shall notify the

NSI in advance. The results of tests carried out to demonstrate the effect of the change pn

the products shall be made available to the NSI. Where relevant, the manufacturer shall

proceed with subclause 3.11.3 taking into account any test results or information already
- obtained to the satisfaction of the NSI.

in the case of a significant change, the approval of the NSI is mandatory before introduc-
tion of the change and, where appropriate, the register of associated products shall be
brought in line.

Where appropriate, the customer shall be notified as soon as possible by the manu-
facturer.


https://iecnorm.com/api/?name=c61b5d68331338e0cdf7fe6102ab75d5

-50— 747-10 © CE!I

3.11.6  Procédure en cas d’incidents lors de I'exercice de I'agrément de savoir-faire

Si un aspect quelconque de I'agrément devient défectueux, le contréleur doit en informer
immédiatement I'ONS. L’agrément peut étre soit suspendu soit limité a la partie du
domaine du savoir-faire non affectée par la déficience sous réserve de I'accord de I'ONS.
Il peut étre maintenu si la déficience est corrigée en un temps raisonnable.

L'agrément peut étre retiré:

- si la défaillance n’est pas corrigée dans les trois mois;
- ala demande du fabricant.

3.11.7 Manuel de savoir-faire

Le [manuel de savoir-faire est la propriété du fabricant et la gestion de sa documentation
est|de la responsabilité du contrdleur.

L'gNS doit conserver une copie du manuel de savoir-faire et-avoir accés a fous les
doguments auxquels le manuel fait référence, ceux-ci étant considerés comme strictement
corfidentiels. L’'ONS doit réguliérement examiner et ratifier les changements apportés a
ceg documents.

3.11.7 1 Organisation du manuel de savoir-faire

Le |manuel de savoir-faire doit contenir, directement ou par référence aux doguments
internes du fabricant, les informations suivantes’pour lesquelles un guide de rédagtion est
donné au paragraphe 3.11.7.2.

Domaine d’'application.
Liste des révisions.
Etendue, limites du savoir-faire et CQC associés.

Diagrammes de cheminement, y compris les paramétres des procédés de
fabrication.

Matiéres premiéres approvisionnées.
Bottiers.

Regles de conception.

Participation des clients.

Liste des produits associés.

- Contrdle des changements.

En outre, la page de garde doit indiquer le nom du fabricant, un numéro de référence, le
numéro de I'édition avec sa date d’émission, le numéro de révision et la date de révision
du manuel de savoir-faire. Cette page doit étre visée par le contréleur et par 'ONS.

3.11.7.2 Contenu du manuel de savoir-faire
3.11.7.2.1  Domaine d’application

Cette section doit indiquer le domaine technologique ou la gamme de la (des) spécifica-
tions(s) particuliére(s) cadre(s) (BDS) couverte(s) par I'agrément de savoir-faire.
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3.11.6 Procedure in case of deficiency in maintenance of the capability approval

If any aspect of the capability approval becomes deficient, the Chief Inspector shali notify
the NSI. The approval may either be suspended, or restricted to the remaining areas of
the capability not affected by the deficiency, with the agreement of the NSI. it may be
allowed to continue if the deficiency is corrected in reasonable time.

The approval may be withdrawn:

- if the deficiency is not corrected within three months;
- at the manufacturer’s request.

onsibility of his Chief Inspector.

The NSI [shall retain a copy of the capability manual and have access, to its referenced
documents, all of which shall be regarded as highly confidential information. The NSI shall
regularly [review and ratify any changes to these documents.

3.11.7.1 | Organization of the capability manual

The capgbility manual shall contain, either directly or by reference to the manufacturer’s
internal focuments, the following information for which an editing guide is given (in

- Ligt of revisions.
- Cgpability domain, capability limits and their related CQCs.
- Flow charts, including process parameters.

- Purchased raw materijals.

- Packages.

- Dgsign rules;

- Customer participation.

- Rdgister'of associated products.

- Change control.

In addition, the front page shall give the manufacturer’'s name and reference number, the
issue number and issue date, the revision number and revision date of the capability
manual. This page shall be authorized by the Chief Inspector and by the NSLI.

3.11.7.2 Contents of the Capability Manual
3.11.7.2.1  Scope

This section shall state the technological domain or range of the blank detail specifi-
cation(s) covered by capability approval.
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3.11.7.2.2 Liste des révisions

La validation de la mise a jour du manuel de savoir-faire fait partie de la procédure d’audit
(voir paragraphe 3.11.9).

Les révisions doivent étre identifiées par un numéro et une date. Quand une révision est
effectuée, on dresse la liste des modifications faites au cours de la période écoulée.

3.11.7.2.3 Etendue et limites du savoir-faire et CQC associés

Cette section décrit I'étendue du savoir-faire en termes de:

-y
.

Technologie des semiconducteurs et autres éléments constitutifs du disposit
1 Encapsulations disponibles.

Paramétres électriques tels que tension, courant, puissance et fréquence.

{1 Principales techniques d’assemblage.

4 Méthodes internes de tri du fabricant.

{1 Lieu(x) de fabrication et dispositions concernant l'extension de I'agrément du
bricant ou les procédures de sous-traitance, s'il y a lieu'(voir paragraphe 10.3.3 de la
ublication QC 001002 de la CEl).

Cetfe section doit également donner une liste de références des limites du savoirifaire et
des| CQC choisis pour fixer ces limites (voir paragraphe 3.11.8.1).

3.11.7.2.4 Diagrammes de cheminement; y compris les paramétres des procédés de
fabrication

compléte des opérations, et identifiant les spécifications des procédés, les instructions de
fabrication et les points de controle de qualité, généralement par référence a la documen-
tation interne. Tous les documents doivent spécifier les paramétres des procédés| mis en
oeuvre afin qu'il soit possible de contréler les procédés de fabrication, par exemple;

Certlre section doit inclure des diagrammes de cheminement détaillés montrant la sjjuence

4 Vérification de1a conception.

1 Fabrication'des masques.

1 Préparation du substrat.

1 Qpérations physico-chimiques, y compris le procédé photolithographique.
1_\Métallisation.

- Passivation.

- Contréle sous pointes.

- Pré-découpe, sciage et tri.

- Report de la ou des pastilles.
- Connexions internes.

- Encapsulation.

- Finition et marquage.

- Controle final.
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3.11.7.2.2 List of revisions

The validation of the updating of the capability manual is part of the audit procedure (see
subclause 3.11.9).

Revisions shall be identified by a number and date. When a revision takes place, a
complete list is made of all changes which occurred during the preceding period.

3.11.7.2.3  Capability domain, capability limits and their related CQCs

This section shall give the identification of the domain of the capability in terms of:

e technology of semiconductors and other constituent parts of the device.
e packages available.
e electrical parameters, e.g. voltage, current, power and frequency.

- The main assembly techniques.

- The place(s) of manufacture and any arrangements for. extension of the m
facturer’'s approval or sub-contracting procedures, if appropriate (see IEC Publica

e manufacturer’s internal selection methods.

aru-
ion

QC 001002, subclause 10.3.3).
This seg¢tion shall also give a reference list of the capability limits and the CQCs chosen to
assess these limits (see subclause 3.11.8.1).
3.11.7.2.4  Flow charts, including manufacturing process parameters
This seftion shall include detailed filowcharts giving the full sequence of events in the
manufagturing process, and giving the process specifications, working instructions and
quality ¢ontrol checks, generally by reference to in-house documentation. All documents
shall spgcify the process parameters used for process control purposes, such as:

- esign verification:

- ask manufacture.

- bstratg preparation.

- ysical-chemical process, including photolithographic process.

- etallization.

- Passivation.

- Probing.

- Scribing, dicing, sorting.

- Die attachment.

- Lead attachment,

- E
S
- F

ncapsulation.
inishing and marking.

inal testing.
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3.11.7.2.5 Matiéres premiéres et piéces approvisionnées

Cette section doit:

3.11.7.2.6  Boitiers

Cette section doit contenir:

3.11.7.2.7 Régles de conception

Le$ régles de conception du fabricant doivent étre décrites, soit directement soit
refjce aux documents internes du fabricant, & moins que ces régles ne soi

dol

3.11.7.2.8 Participation du client

Le
co

spécification et selon.les exigences du client, il incombe au fabricant de s’assurer
régles de conception ont été respectées.

3.11.7.2.9 Liste des produits associés

Ceftite section donne la liste des produits qui sont ou peuvent étre fournis au
I'agrément de savoir-faire.

3.11.7.2.10

Le

10 © CEI

- Identifier les spécifications d’approvisionnement des matiéres premiéres et des

piéces destinées a la fabrication.

- Décrire les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des approvision
(contrdle d’entrée).

nements

- Identifier les procédures nécessaires en vue de s’assurer de la constance de la
qualité des matériaux spécifiés (évaluation du fournisseur).

- Identifier la spécification de vérification.

- les combinaisons de matériaux, par exemple: verre-métal, céramique-meétal

- le type de matiére plastique utilisée pour les boitiers' en plastique ou
boitiers partiellement en plastique;

L une liste des boitiers normalisés qui sont utilisés-ou une référence aux de
contréle pour les boitiers non-normalisés.

nées dans le manuel qualité.

fabricant doit préciser sa position en ce qui concerne la participation du client
ception des produits. Dans le cas d'un produit fabriqué conformément a la

hour les

ssins de

bar réfé-
pnt déja

dans la
brésente
que ses

titre de

manuel de savoir-faire doit faire référence au manuel qualité

3.11.7.2.11  Contréle des changements (voir paragraphe 3.11.9.1.9)

Documents associés (y compris les spécifications particuliéres des CQC)
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3.11.7.2.5  Purchased raw materials and piece parts
This section shall:

- Identify purchasing specifications for the raw materiais and piece parts used in
manufacturing process.

the

- Describe the methods used to verify the suitability of materials for production

(incoming inspection).

- Identify the procedures necessary to ensure constant quality of the specified

materials (vendor evaluation).

- Identify verification specification.
3.11.7.2.6  Packages
This segtion shall include:

- material combinations, e.g. glass-metal, ceramic-metal;
- type of plastic used for plastic or partly plastic encapsulations;

t of standard packages used, or reference, to’ the control drawings
tandard packages.

3.11.7.2.7 Design rules

Unless [covered by quality manual to which reference can be made, the manufactur
design fules shall be stated either directly or by reference to the manufacturer’'s inte
documgnts.

3.11.7.2.8 ' Customer participation

The mgnufacturer shall declare his policy with respect to customer participation in
design pf devices. In the case-of a device manufactured to this specification, where

for

er's
rnal

the
the

customer has provided his_requirements, it shall be the responsibility of the manufactyrer

to ensure that his design rules have been followed.

3.11.7.2.9  Register of associated products

In this gection,-the list of products which are or can be delivered under capability appre

pval

3.11.7.2.10  Related documents (including CQC detail specifications)

The capability manual shall make reference to the quality manual.

3.11.7.2.11  Change control (see subclause 3.11.9.1.9)
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3.11.8  Programme de qualification (voir aussi paragraphe 11.7.3.3 de la Publication
QC 001002 de la CEI)
3.11.8.1 Composants pour agrément de savoir-faire (CQC)

Les CQC sont utilisés, lors du programme de qualification, en vue d’obtenir I'agrément de
savoir-faire, et pour le maintien de cet agrément gréce a I'exécution d’'essais périodiques
(voir paragraphe 3.11.8.2).

En ce qui concerne la qualification, les essais ont pour but de vérifier toutes les limites du
savoir-faire.

Poyr conserver I'agrément de savoir-faire, les essais doivent vérifier soit toutes Iei limites
du [savoir-faire soit les limites correspondant aux produits fournis pendant’la derniére
pérjode.

Deux types de composants peuvent étre utilisés comme CQC:

Un composant spécialement congu et fabriqué afin de pouvoir juger des régles de
¢onception et des procédés de fabrication.

Un produit commercial prélevé dans la production courante.

seul CQC. On peut faire appel a un seul des typés ci-dessus ou & une combinaison des
deyx de telle fagon que puissent étre appréciés:les régles de conception, les matdriaux et
les [procédés de fabrication.

Il nlest généralement pas possible de couvrir toute f'étendue du savoir-faire a I’a}de d’'un

Il incombe au contréleur de choisir et de définir les CQC et de s’assurer que toytes les
limites stipulées au paragraphe 3:11.7.2.3 sont vérifiées par le contréle des CQC,
confformément 2 leur spécification particuliere.

Le choix des CQC est effectué avant le début du programme de qualification.

Toys les CQC doivent ‘étre répertoriés dans le manuel de savoir-faire et on doit J:diquer
dans la spécification particuliére de chaque CQC les limites de I'agrément de savoir-faire
qu’'fl permet de vérifier.

3.1J| .8.2 _ (Essais de qualification et essais périodiques

Leqd essais de qualification et les essais périodiques sont exécutés sur chaque CQC,
corfformément aux exigences de la présente norme et des publications sujvantes:
CE - ) - [ - et de la

spécification particuliére cadre applicable, sauf spécification contraire. Les essais de
chaque séquence doivent étre effectués dans I'ordre indiqué, sauf indication contraire.

Les essais de qualification sur chaque CQC encapsulé sont exécutés sur un échantillon
prélevé dans un lot de composants fabriqués selon le procédé de fabrication décrit dans le
manuel de savoirfaire et ayant subi avec succés les essais des Groupes A et B.

*  Publication en préparation.
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3.11.8  Capability test programme (see also IEC Publication QC 001002, subclause
11.7.3.3)

3.11.8.1 Capability Qualifying Components (CQC)

CQCs are used in the qualification test programme to obtain capability approval and for
the maintenance of capability approval through periodic tests (see subclause 3.11.8.2).

For qualification, the tests shall demonstrate all the limits of the capability.

For maihtenance of capability approval, the tests shall demonstrate either all the limits of
the capability or the limits used for the products delivered during the last period.

As a CQC two types of components may be used:

- A component specially designed and manufactured to assess the design rules and
the manutacturing process.

- A commercial product taken from production.

Generally, it is not possible to cover all limits of the capability with a single CQC. Either a
single type or a combination of both types may be used and collectively they shalll be
adequafe to assess the complete design rules, the materials and the manufactufing
processes.

It is the| Chief Inspector's responsibility to select and define CQCs and to make sure {hat
all limit$ as stated in subclause 3.11.7.2.3 are demonstrated in the testing of the CQCs
according to the CQC detail specification:

The selgction of CQCs is done prior to the commencement of the qualification programmpe.

All CQCs shall be listed in.the capability manual. The limits of the capability that each
CQC cqyvers shall be givenin the CQC detail specification.

3.11.8.4 Capability qualification tests and periodic tests

ility qualification tests and periodic tests are performed on each CQC according to

IEC 747- ; - tail
specification, unless otherwise specified. In each test sequence, the tests shall be
performed in the order given, except where indicated.

Qualification tests on each encapsulated CQC are carried out on a sample taken from a lot
of products manufactured in accordance with the manufacturing process described in the
capability manual and which has passed Group A and B inspection.

*

Publication in preparation.
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Les essais périodiques en vue du maintien du savoir-faire doivent étre effectués sur
chaque CQC encapsulé conformément aux essais du Groupe C de la spécification
particuliére cadre applicable. Les essais du Groupe D, s'il y en a, doivent étre effectués
avec la périodicité spécifiée.

On peut utiliser toute information provenant de contréles en cours de fabrication.

En ce qui concerne les essais périodiques, on peut utiliser différents CQC du méme
échantillon pour une séquence donnée d'essais, & condition qu’il puisse étre démontré, a
la satisfaction de I'ONS, que tous ces CQC sont équivalents en ce qui concerne les
résultats d’'essais.

En| cas de défaillance & un essai périodique, le paragraphe 12.6 de la) Publication
QG 001002 de la CEl s’applique.

Si f'agrément de savoir-faire n’est demandé que pour la diffusion, les essais relatifs a
I'erjcapsulation sont supprimeés.

Leg essais effectués sur les CQC non encapsulés sont destinés a déterminer le$ limites
de [savoir-faire qui ne sont pas couvertes par les essais\sar les CQC encapsulés. Les
conditions, les limites et les exigences de contrble applicables doivent étre prescrites
dans la spécification particuliére correspondante de chaque CQC.

Le [fabricant est responsable pour tous les essais, y compris ceux effectués par des
so:[és-traitants. Tous les essais sous-traités doivent étre exécutés par des sous-fraitants
agnéés par I'lECQ.

3.1[1.9  Vérification du savoir-faire du fabricant (audit qualité)

Pour s’assurer que l'organisation,les procédés de fabrication et les produits du fabricant
sont correctement définis dans 'ses manuels de savoir-faire et de qualité, et corresEondent
eftectivement aux exigences, un audit est conduit sous la responsabilité de 'ONS.

Dans certains domaines particuliers, 'ONS peut faire appel a I'avis d’experts. |Ceux-ci
doivent étre agréés par le fabricant..

3.11.9.1 Audit

L'ONS- doit vérifier les éléments suivants:

3.11.9.1.1  Manuel de savoir-faire

Conformité du contenu technique du manuel de savoir-faire avec le paragraphe 3.11.7, te-
nue a jour du manuel de savoir-faire, limites du savoir-faire revendiquées et CQC
associés, liste des produits associés, changements introduits dans les procédés et
données correspondantes.
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Periodic tests for maintenance of capability approval shall be performed on each
encapsulated CQC in accordance with the Group C tests of the relevant blank detail
specification. Group D tests, where applicable, shall be performed with the specified
periodicity. ‘

Any information collected during routine process control may be used.

It is permissible for periodic tests to use different CQCs within the sample for a given test
sequence provided that it can be demonstrated to the satisfaction of the NSI that these
CQCs are equivalent with respect to the test results.

In case [of failure of a periodic test, subclause 12.6 of IEC Publication QC 001002 applig¢s.

If the cppability approval is required for diffusion only, then the tests pertinent to jthe
encapsylation shall not apply.

Tests oh non-encapsulated CQCs include assessment of those capability limits which jare
not covered by tests on encapsulated CQCs. Conditions;/ limits and inspection
requirements shall be specified in the relevant CQC detail specification.

The mdnufacturer is responsible for all testing, including sub-contracted testing. Any
sub-contracted testing shall be carried out in an IECQ approved test house.

3.11.9 | Verification of capability approval’(quality audit)

To make sure that the manufacturer's.organization, processes and products are correctly
documented in his quality and -capability manuals, and effectively implemented| in
accordance with the requirements; an audit shall be performed under the responsibility of
the NSI '

The NS| may call on expert advice, in particular areas. Such experts shall be acceptdble
to the manufacturer.

3.11.91  Audit

The N8| shall'verify the following:

3.11.9.1.1  Capability manual

Conformance of the technical content of the capability manual to subclause 3.11.7, the
updating of the capability manual, the stated capability limits and the related CQCs, the
register of associated products, the process changes and supporting data.
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3.11.9.1.2  Vérification de la qualité
Conformité:

- des programmes d’essais de controle de conformité (paragraphe 3.11.10.2);
- du programme des essais périodiques sur les CQC;
- des résultats des essais;

avec la spécification applicable.

trole du

cédé concernant les limites fixées.

3.11.9.1.4  Contréle de la cbnception

Etgblissement et mise en application de procédures pour:la préparation des spécifications
des plans, pour P'évaluation de nouvelles piéces et-de nouveaux matériaux,|pour la
ification de la conception et de la validité de ses{régles, et respect de ces procédures.

3.11.9.1.5 Instructions de fabrication

Répaction et mise en oeuvre des instructions d’approvisionnement, de contrdle d'entrée,
de|manutention, de stockage, d’usinage, d’assemblage, de traitement, d’inspegtion, de
modification et de maitrise de I'environnement.

3.11.9.1.6 - Vérification des équipements de contrdle, de mesure et d’essai

Etgblissement et respect des régles relatives a la fourniture, au contréle, a I'étalonnage et
a la maintenance des équipements de contrble, de mesure et d’essai.

3.1]1.9.1.7  Contréle des piéces, matériaux et produits non conformes

produits

Etablissement et mise en oeuvre de systémes d’identification, de préservation et de
manipulation de tous les matériaux le long de la chaine de production, établissement
d'instructions relatives au stockage et a la prévention des dommages ou détériorations,
mesures pour s’assurer de la bonne livraison et de l'identification des produits livrés.

3.11.9.1.9  Contréle des changements

Etablissement d’'une procédure en vue de s’assurer que tout changement est effective-
ment mené a bien et enregistré.
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3.11.8.1.2  Quality assessment

Conformance of:

- the Quality Conformance inspection test programmes (subclause 3.11.10.2);

- the periodic test programmes on CQCs;

- the results of the tests;

to the relevant specification.

Special 3

the state

3.11.9.1.

Identifica
of related

3.11.9.1 hr“ Design control

Establis
drawings
assessm

3.11.9.1.

Documer
handling,

mental control.

3.11.8.1.

Establisthent of and compliance with rules for providing, controlling, calibrating and

maintaini

3.11.9.1.

j limits.

Organization

ion and description of functions and activities that affect quality, and assignment
specific responsibilities, and persons in charge.

ent and application of procedures for preparation of specifications and
for assessment of new parts and materials, for design review and design rules
ent and the conformance to these procedures.

b Manufacturing instructions

tation and implementation of instructions for purchasing, incoming inspectij::,
storage, machining, assembling, processing, inspection, modifying and envir

3

b Control of equipment used for inspection, measuring and testing

g equipment used for inspection, measuring and testing.

y  Control of inon-conforming parts, material and products

material

Establisgnent of provisions for identification and disposition of non-conforming parts,

materials|.

and products, including -procedures for failure analysis and reworking of such

3.11.9.1.8— Handling, storage and detivery

Establish

ment and implementation of systems for identification, preservation and handling

of all materials through the entire production process and of instructions for storage and
for prevention of damage or deterioration, as well as measures to ensure safe arrival and
ready identification of the products at destination.

3.11.9.1.9  Change control

Establishment of a procedure to make sure that any change is efficiently executed and
documented.
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3.11.9.1.10  Tragabilité

Etablissement et mise en oeuvre d'une procédure effective d'identification, de repérage et
de tragabilité des lots de fabrication.

3.11.9.2  Responsabilité des experts

Si PONS a besoin d’'un avis technique dans un domaine particulier, il peut recourir aux
services d'un expert qui doit posséder les compétences techniques nécessaires.

L’expert doit rédiger un rapport sur tous les aspects de son étude. Aprés accord entre
lvex g " { SmiS a
I'ONS pour qu'il en tienne compte lors de la décision finale relative a I'audit.

Tout expert invité doit pouvoir étre accepté par 'ONS aussi bien que par le fabricant et ne
doit| divulguer aucune information & des tiers.

3.11.9.3 Actions correctives

Lorgque de graves manquements sont constatés, un plan d'actions correctives doit étre
approuvé par 'ONS avec un calendrier de mise en oeuvre.

L'efficacité des actions correctives doit étre vérifiée lors d’un nouvel audit.

3.11.10 Assurance de la qualité des produits fivrés sous agrément de savoir-faire

Les|exigences générales de l'article 2 sont.applicables, sauf spécification contraire

3.11.10.1 Responsabilité pour I'assurance de la qualité

Le fabricant est responsable de la.conformité du produit livré avec sa spécification.

3.11.10.2  Contrble de conformité de la qualité

Le ¢ontréle doit étre effectué conformément au paragraphe 3.6.

Pour les produits sur catalogue, les séquences d'essais et les niveaux d'assurance des
essais des.Groupes A et B de la spécification particuliére cadre s’appliquent. Pour jes pro-
duits a ja demande, on applique les séquences d’essais et les niveaux d’assurange de la
spérification client.

3.11.10.3  Nouveaux produits, congus et fabriqués a l'intérieur des limites du
savoir-faire

Un nouveau produit est qualifié s’il est a l'intérieur des limites du savoir-faire et s'il est
conforme a la spécification particuliére cadre correspondante.

3.11.10.4  Modification d’un produit qualifié

Si un produit modifié reste a l'intérieur des limites du savoir-faire et s’il est conforme a la
spécification particuliére cadre correspondante, sa qualification est maintenue.
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3.11.9.1.10  Traceability

Establishment and implementation of an effective procedure for lot identification
traceability.

3.11.9.2  Expert’s responsibilities

If the NSI needs technical advice in any particular area, it may call on the services of an
expert who shall have the required technical knowledge.

The expert shall write a report on all aspects of his study. After agreement between the
expert i . m i the
NSI to be taken into account in its final decision on the audit.

Any expert called on should be acceptable to both the NSI and the manufacturer and ghall
not disglose any information to third parties.

3.11.9. Corrective actions

For major deficiencies, a corrective action plan shall be agreed\by the NSI, with a fime
scale fqr completion.

The efficiency of the corrective action shall be verified by-& subsequent audit.

3.11.100 Quality assurance of products delivered under capability approval

The general requirements of clause 2 are applicable unless otherwise specified.

3.11.10.1 Quality assurance responsibility

The manufacturer is responsible for the conformance of the delivered product to its specifi-
cation.

3.11.10.2  Quality conformance inspection

The inspection shall be-in‘accordance with subclause 3.6.

tests, as given in' the relevant blank detail specification, shall apply. For custom products,
the test sequences and assessment levels of the relevant customer specification shall

apply.

For caJ:logue products, the test sequences and assessment levels of Group A aad B

3.11.10.3  New product, designed and manufactured within the capability limits

A new product is qualified when it is covered by the capability domain and conforms to the
relevant blank detail specification.

3.11.10.4  Modification of a qualified product

It a modified product is covered by the capability domain and conforms to the relevant
blank detail specification, its qualification is maintained.
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Si un produit modifié sort des limites du savoir-faire:

- soit les limites du savoir-faire doivent étre aménagées, voir paragraphe 3.11.5;
- soit le produit cesse d’étre qualifié IECQ.

3.11.11  Informations pour le marquage et la commande

Les informations relatives au marquage et a la commande doivent étre conformes aux
exigences du paragraphe 2.5 pour les produits catalogue, ou aux exigences d'un client
particulier.

3.7k

Popr publication dans la liste des produits qualiﬁés IECQ, un extrait du savoir-faire doit
étrp rédigé comme indiqué au paragraphe 2.5; 'ONS doit vérifier sa conformité ay manuel
de|savoir-faire.

Expmple
IECQ QC 700XXX, édition X
Numéro du certificat 077, édition 1, en date du. <
Fapricant Nom
Adresse
Tél. Télex
Etandue du savoir-faire
Teghnologie de base Bipolaire planar
Supstrat Silicium, type-p
Réalisation des motifs Photolithographie
Conducteurs Aluminium
Pagsivation Nitrure de silicium
Report de la pastille Eutectique or-silicium ou colle
Connexions internes Aluminium par ultrasons, ou par thermocompresgion
Engapsulation Verre-métal ou plastique
Lifr ites du savoir-faire
Tepsion 1 500 V en inverse
Courant 25 A (boitier plastique), 75 A (boitier verre-métal
Informations complementaires

(Par exemple: locaux spéciaux ou caractéristiques spéciales.)

3.11.13 Spécifications particuliéres pour les composants & la demande (voir
paragraphe 11.7.4.2 de la Publication QC 001002 de la CEIl)

Lors de I'élaboration de ces spécifications, on doit tenir compte du programme d’essais
des CQC.
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If a modified product is not covered by the capability domain:

- either the capability limits have to be modified, see subclause 3.11.5;

- or the product is no longer IECQ qualified.

3.11.11 . Marking and ordering information

The marking and ordering information shall be in accordance with the requirements of
subclause 2.5 for standard catalogue devices or with the requirements of the specific

customer.

3.11.12—Capability abstract for pubiicationptrposes

subcla
by the NSI.
Example

IECQ i
Certificate Number
Manufacturer

Capability domain

Basic technology
Substrdte
Pattern|formation
Condudgtors
Passivgtion

Die attgchment

Bond wjire attachment
Encapsjulation

Capability limits

Voltagg
Curren{

For puglication in the IECQ Qualified Products List, a capability abstract as defined in

QC 700XXX, Xth edition

077, Issue 1, dated ...

Name

Address

Tel. Telex

Planar bipolar

P-type silicon

Photolithographic

Aluminium

Silicon nitride

Silicon-gold eutectic or glue

Aluminium ultrasonic or thermocompression
Glass-metal or plastic

1 500V reverse
25 A (plastic), 75 A (glass-metal)

se 2.5 shall be written; its compliance with the capability manual shall .be verified

Additional information

(For example, special facilities or features.)

3.11.13  Detail specifications for custom components (see IEC Publication QC 001002,

subclause 11.7.4.2)

In the preparation of these specifications due cognizance of the test programme for the
CQCs shall be taken into account.
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3.11.14  Spécifications particuliéres pour les produits catalogue

Lorsqu’un composant couvert par la procédure d’agrément de savoir-faire est destiné a
étre proposé comme produit standard du catalogue, le fabricant doit publier les valeurs
limites et les caractéristiques correspondant a la spécification particuliére cadre
applicable.

Une telle spécification doit étre enregistrée par le CMC et le composant peut étre
répertorié sur la liste des produits qualifiés IECQ.

3.11.15 Liste des spécifications particuliéres

Le| fabricant doit tenir & jour une liste des spécifications particuliéres de tous_les|produits
fournis selon la procédure d’agrément de savoir-faire. Cette liste doit étre tepue a la
digposition de 'ONS.

4 | Méthodes d’essai et de mesure

4.1 Conditions atmosphériques normales pour les mesures électriques et optiqyes

Squf spécification contraire, les mesures électriques et _optiques sont effectuées dans les
conditions atmosphériques indiquées dans la Publication'749 de la CEI.

Température ambiante: 25+ 5°C.

Humidité relative: entre 45 % et 75 % (voir également paragraphe [5.3.2 de
la Publication 68-1 de la CEI).

Pression atmosphérique: entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1 060 mbay).

Lep mesures peuvent étre,effectuées a d’autres températures, & condition que FONS
admmette que le dispasitif est conforme aux exigences de la spécification pafticuliére
lorgqu’il est verifié a une température ambiante de 25 + 1 °C et avec une humidit§ relative
comprise entre 48 %-et 52 %, si cela est important.

4.2 Contréles physiques

4.2.1 ~Examen visuel

4.3. 1.1 Examen visuel externe

Sauf spécification contraire, 'examen visuel doit se faire dans les conditions d’éclairage
normal de l'usine et dans des conditions de visibilité normale. L'examen doit porter sur les
points suivants:

1) marquage et sa lisibilité*;

2) identification des bornes;

3) aspect (défauts mécaniques, y compris les défauts optiques, si applicable).

*  En cours de révision.
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3.11.14  Detail specifications for catalogue products

When a component covered by the capability approval procedure is intended to be offered
as a standard catalogue product the manufacturer shall publish the ratings and char-
acteristics complying with the relevant blank detail specification.

Such a detail specification shall be registered by the CMC and the component may be
listed in the IECQ Qualified Products List.

3.11.15 _ Detail specification register

The manufacturer shall maintain a register of detail specifications of all products released
under capability approval procedure. This register shall be made available to the NSI.

4 Test|and measurement procedures

4.1 Standard atmospheric conditions for electrical and optical measurements

Unless otherwise specified, all electrical and optical measurements are carried out under
the atmoppheric conditions based on IEC Publication 749.

Ambient temperature: 25+ 5 °C.

Relative humidity: between 45 %-and 75 % (see also subclause 5.3.2 |of
IEC Publication 68-1).

Atmospheric pressure: between~ 86 kPa and 106 kPa (860 mbar and
1 060.mbar).

Measurements may be carried(out at other temperatures provided the National Super
vising Ingpectorate is satisfied that the device will conform to the detail specification whE
tested af an ambient temperature of 25 + 1 °C and relative humidity between 48 % a

52 % when this is important.

n
d

4.2 Physical examination

4.2.1 Visual examination

" 4.2.1.1 | “External visual examination

Unless otherwise specified, external visual examination shall be performed under normal
factory lighting and under normal visual conditions. Examination shall be made for cor-
rectness of:

1) marking and its legibility*;

2) terminal identification;

3) appearance (mechanical defects, including, optical defects where applicable).

*

In course of revision.
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4.2.1.2 Examen visuel interne

A préciser dans la spécification intermédiaire.

4.2.2 Dimensions

Les dimensions doivent étre contrélées conformément au dessin spécifié. Les dim
qui doivent étre vérifiées dans le cadre des essais du groupe B et du groupe
indiquées dans I'annexe B.

4.2.3 Permanence du marquage

Le|marquage doit faire I'objet d’un essai conformément & la Publication 749.dd
chapitre IV, article 2.

4, Mesures électriques et optiques
4.3.1 Conditions et précautions générales

4.3.1.1 Variantes de méthodes de mesure

ensions
C sont

la CEl,

Leg mesures peuvent étre effectuées en utilisant les méthodes spécifiées ou toute autre
méthode donnant des résultats équivalents. Cependant;“en cas de contestation, [seule la

méthode spécifiée doit étre utilisée.

NOTE - Par "équivalent”, on veut dire que la valeur de la caractéristique trouvée par une autre méthode doit

se trouver dans les limites spécifiées lorsqu'elle est mesurée par la méthode spécifide.

sont requises par la spécification patrticuliere et comme prescrites par cette der

4.311.2 Précision des mesures

me

4.3|1.83 . Précautions générales

Poyr réduire le plus possible les erreurs de mesure et les risques de détérioraf
disEositifs en essai, les précautions habituelles doivent étre observées. szs plus
im - I

4.4 Essais climatiques et mécaniques

) Les méthodes de mesures électriques et optiques doivent étre conformes |a celles
fécrites dans les Publications 747.et 748 de la CEl; elles sont utilisées lorgqu'elles

iére.

b) Les méthodes de mesures.électriques et optiques non décrites dans les Publica-
ions 747 et 748 de la CEI doivent étre décrites dans la spécification particuliére.

LesL limites mentionnées en spécification particuliére sont absolues. L’impréciston des
ures doit étre (prise en considération pour établir les limites réelles des mesureks.

ion des

Les méthodes relatives aux essais climatiques et mécaniques doivent &tre conformes aux

Publications 68-2 et 749 de la CELl. Elles sont utilisées lorsqu’elles sont requises

dans la

spécification particuliére et comme prescrites dans cette derniére. De tels essais sont
"destructifs” ou "non destructifs”, conformément aux définitions données au paragraphe

3.6.6.

Lorsqu'une séquence d’essais obligatoires est requise, elle doit &tre spécifiée en spécifica-

tion intermédiaire ou en spécification particuliére cadre.
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4.21.2 Internal visual examination
To be specified in the sectional specification.

4.2.2 Dimensions

Dimensions shall be checked in accordance with the specified drawing. The dimensions to
be checked as part of Groups B and C are prescribed in Appendix B.

4.2.3 Permanence of marking

Marking| shall be tested in accordance with IEC Publication 749, chapter 1V, clause 2,

4.3  Electrical and optical measurements
4.3.1 |General conditions and precautions
4.3.11 Alternative methods
Measuréments may be carried out by using the methods specified or any other method
giving efjuivalent results but, in case of dispute, only the specified method shall be used.
NOTE - |By “equivalent” it is meant that the value of the charagteristic established by such other methodgs is

within the|specified limits when measured by the specified method.

a) Methods for electrical and optical measurements shall be in accordance with |[EC
Publications 747 and 748. They shall be used when required and as prescribed by fthe
detai] specification.

b} Methods for electrical and(Ooptical measurements not included in I[EC
Publications 747 and 748 shall be-described in the detail specification.

4.3.1.2 Precision of measurements

The limits quoted in detail. specifications are absolute. Measurement inaccuracies shall be
taken into account when determining the actual measurement limits.

4.3.1.3 | General precautions

avoid damage to the device. The most important of these are given in 1EC
Publicatien 7471

Usual ?ecautions should be taken to reduce measurement errors to a minimum and to

4.4 Environmental tests

Methods for environmental tests shall be in accordance with IEC Publications 68-2 and
749. They shall be used when required and as prescribed by the detail specification. They
are indicated as "destructive” or "non-destructive” according to subclause 3.6.6.

When a mandatory sequence of testing is required, it shall be specified in the sectional
specification or in the blank detail specification.
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Les méthodes pour les essais climatiques et mécaniques qui ne sont pas décrites dans les
Publications 68-2 et 749 de la CEIl doivent étre décrites dans la spécification particuliére.

Si les méthodes d’essais impliquent 'application de forces extérieures suivant une orienta-
tion particuliére par rapport au dispositif, leur direction doit étre conforme a celle indiquée
dans 'annexe C.
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